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1. Einfuhrung

1.1 Verwendungszweck

Das Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR-Mikroskop ist ein Fourier-Transformations (FTIR)-Mikroskop, das fiir den
Einsatz in einer kontrollierten Laborumgebung konzipiert wurde und fiir die Verwendung mit Spektrometern der Nicolet-
Serie vorgesehen ist.

Mit dem RaptlR-Mikroskop kénnen Sie Ihr Ziel schnell finden, hochauflésende visuelle Bilder erfassen und IR-Daten mit
hoher raumlicher Auflésung fiir die Analyse generieren.

Die OMNIC Paradigm-Software umfasst ein komplettes Paket von Analysehilfsmitteln, anpassbare Arbeitsablaufe zur
Automatisierung lhrer Routineaufgaben und einfach zu bedienende Werkzeuge fiir die Mikropartikelanalyse sowie fir die
Flachen-, Punkt- und Linienanalyse.

Mit dem RaptIR-Mikroskop kénnen Sie dicke (bis zu 4 cm) und schwere (bis zu 5 kg) Proben untersuchen. AuRerdem bietet
das Mikroskop mit mehreren Objektiven und einem automatischen Objektivrevolver eine Reihe von Optionen fir die
Anzeige von Proben und die Erfassung von IR-Daten.
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1. Einflhrung

1.2 Haftungsausschluss

Das Mikroskop darf nur fiir den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.

HINWEIS

Lesen Sie vor der Verwendung des Mikroskops die Informationen zu Standort und Sicherheit.

Thermo Scientific Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop



1. EinfUhrung

1.3 Typografische Konventionen

Sicherheitshinweise und andere wichtige Informationen sind in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

GEFAHR

Gefahr vermeiden. Weist auf gefahrliche Situationen hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fiihren.

Gefahr vermeiden. Weist auf potenziell gefahrliche Situationen hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder
todlichen Verletzungen fiihren kénnen.

VORSICHT

Gefahr vermeiden. Weist auf potenziell gefahrliche Situationen hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fiihren konnen.

HINWEIS

Befolgen Sie die Anweisungen mit dieser Kennzeichnung, um Beschadigungen des Systems und Datenverluste zu vermeiden.

Hinweis Enthalt hilfreiche Zusatzinformationen.
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1.4 Gewabhrleistungsinformationen

Thermo Fisher Scientific gewahrleistet, dass alle von uns verkauften Produkte keine Verarbeitungs- und Materialfehler
aufweisen und den jeweiligen Produktspezifikationen entsprechen, die in der Benutzerdokumentation des Produkts
beschrieben sind. Funktioniert ein Gerat wahrend des Gewahrleistungszeitraums nicht wie oben garantiert, werden wir das
defekte Gerat kostenlos reparieren oder ersetzen. Sollte dies nach unserem Ermessen nicht mdéglich sein, kénnen Sie das
Produkt an uns zuriicksenden und wir erstatten lhnen den Kaufpreis zurlick.

Diese Gewahrleistung ersetzt alle anderen ausdriicklichen oder konkludenten Gewahrleistungen, einschlieRlich der
konkludenten Gewahrleistung der Marktgangigkeit und Eignung fur einen bestimmten Zweck und allen anderen
Verpflichtungen und Haftungen seitens Thermo Fisher Scientific, unabhéngig davon, ob diese auf einem Vertrag, einer
Gewabhrleistung, Fahrlassigkeit oder einem anderen Sachverhalt basieren. Thermo Fisher Scientific haftet nicht fir
Folgeschaden, Nebenschaden und Eventualschaden und lehnt diesbezulglich jegliche Anspriche ab.

1.4.1 Gewahrleistungszeitraum

Der Gewahrleistungszeitraum fiir das System betréagt in den USA und in Kanada 12 Monate. Der Gewahrleistungszeitraum
beginnt am Tag der Installation oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum, je nachdem, welcher Zeitpunkt
zuerst eintritt.

Der Gewahrleistungszeitraum fiir Produkte, die auerhalb den USA und Kanada verkauft wurden, betragt 12 Monate ab
dem Datum der Installation oder 14 Monate ab dem Datum der Auslieferung, je nachdem, welcher Zeitraum kiirzer ist.

1.4.2 Einschrankung der Gewahrleistung

Die Gewahrleistung verfallt bei Missbrauch, Unfall, Veranderung, ungeeigneten Umgebungsbedingungen, unzureichender
Wartung oder bei Schaden, die von einem Produkt verursacht wurden, fiir das wir nicht verantwortlich sind.

Verbrauchsmaterialien fallen nicht unter die Gewahrleistung.

Wir gewabhrleisten keinen ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb eines Produkts. Wir stellen bestimmte Produkte, die
nicht von Thermo Fisher Scientific stammen, ,wie besehen” bereit. Andere Hersteller oder Lieferanten als Thermo Fisher
Scientific bieten u. U. eigene Gewahrleistungen an. Eine gesonderte Gewahrleistung fur die Software ist in der
Benutzerdokumentation der Software beschrieben.

HINWEIS

Das Gerat istim Versandkarton in einem Kunststoffbeutel verpackt, um die optischen Bauteile vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Lassen
Sie das Gerat vor dem Offnen des Beutels 24 Stunden stehen, damit es Raumtemperatur annehmen kann. Falls das Gerat
ausgepackt wird, bevor dieses Raumtemperatur erreicht hat, konnte die Feuchtigkeit auf den optischen Bauteilen kondensieren und
diese permanent beschéadigen.
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1. Einfuhrung

Von der Gewahrleistung sind nicht abgedeckt:
e Schaden durch nicht geeignete Transporttechniken.

¢ Fehlende oder beschadigte Teile, wenn die Versandkartons vor der Installation des Systems durch unseren
Wartungstechniker ausgepackt wurden.

¢ Schaden, die dadurch verursacht wurden, dass der Kunststoffbeutel vor der Aquilibrierung des Gerats auf
Raumtemperatur entfernt wurde.
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1.5 Sicherheitskennzeichnungen am Mikroskop

Ihr Mikroskop ist mit zahlreichen Sicherheitskennzeichnungen versehen. Lesen Sie alle Warnhinweise, um Gefahrdungen

und Verletzungen zu vermeiden.

Thermo Scientific
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2. Uberblick

2.1 Funktionen und Bedienelemente

Abbildung 2-1: Hauptmerkmale des Mikroskops

RaptiR+

A Trinokular Das optionale Trinokular liefert ein visuelles und ein Videobild in der OMNIC Paradigm-
Software. Das Monokular (nicht dargestellt) liefert nur ein Videosignal.

B Objektwechsler Der Objektwechsler unterstiitzt 1 IR-Objektiv und 1 visuelles Objektiv. Normalerweise wird ein
15x IR-Objektiv und ein 4x visuelles Objektiv verwendet. Aulerdem unterstutzt das Mikroskop
optionale GAO-Objektive und visuelle 40x-Objektive.

C Motorisierter Tisch Der Tisch unterstiitzt einen Arbeitsabstand von 40 mm und Proben bis zu 5 kg. Der Tisch wird
Uber die OMNIC Paradigm-Software oder einen optionalen Joystick bedient. Versuchen Sie
niemals, den Tisch von Hand zu bewegen.

14 Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop Thermo Scientific



2. Uberblick

Transmissions-
beleuchtungsblende

Netz-LED und
Ein/Aus-Taste

Reflexions-
beleuchtungsblende

Klappe fiir
austauschbare
Detektoren und
Flissigstickstoff-
DewargefaB, 1 Liter

Verwenden Sie die Sichtfeldblende, um die Grofte des beleuchteten Sichtfelds einzustellen.
Sie 6ffnet und schlie3t sich konzentrisch.

Normalerweise ist die Blende vollstandig gedffnet, sodass sie sich auRerhalb des gesamten
Sichtfelds befindet. Wenn die Oberflache einer Probe uneben ist, kann es einfacher sein, an
den Kanten der Blendenlamellen zu fokussieren, um den besten Fokus zu ermitteln.

Dricken Sie, um das Mikroskop ein- oder auszuschalten. Die blaue Netz-LED blinkt, wahrend
das Mikroskop hochgefahren wird, und leuchtet durchgehend blau, wenn das Mikroskop
einsatzbereit ist.

Verwenden Sie die Sichtfeldblende, um die Grof3e des beleuchteten Sichtfelds einzustellen.
Sie 6ffnet und schliefdt sich konzentrisch in Bezug auf das Fadenkreuz.

Normalerweise ist die Blende vollstandig gedffnet, sodass sie sich auerhalb des gesamten
Sichtfelds befindet. Bei einer unebenen Probenoberflache lasst sich der interessierende
Bereich mdglicherweise leichter fokussieren, wenn Sie die Blende zunéachst teilweise
schlieBen und auf die Kanten der Blendenlamellen fokussieren.

Die Detektorklappe kann geéffnet werden, um den Austausch von Detektoren zu
ermdglichen. Das Flussigstickstoff-Dewargefal’ fasst 1 Liter Flissigstickstoff. Nach dem
Abkuhlen bleibt der Detektor flir etwa 18 Stunden kiihl.

Abbildung 2-2: Nahaufnahme des Tisches

Thermo Scientific

ATR-Sensor

Ausrichtungsanzeige fiir

Probenobjekttrager

Der ATR-Sensor erkennt, ob das aufsteckbare ATR-Zubehdr installiert ist.

Richten Sie die roten Punkte am Tisch auf die roten Punkte am Objekttrager aus.

Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop
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2. Uberblick

C Bedienelement fiir Dient zum Drehen des Tisches wahrend der Installation. Darf nach der Installation nicht mehr
die Tischorientierung verstellt werden.

D Aufsteckbares ATR- Das optionale aufsteckbare ATR-Zubehor wird fiir ATR-Messungen verwendet.
Zubehor

16 Nicolet™ RaptlIR+™ FTIR-Mikroskop Thermo Scientific



2. Uberblick

2.2 Anschliisse

DC Power

A (B C) ® (€

A USB-3.0-Anschluss fiir den Anschluss an den USB-3.0-Anschluss des Computers
B Anschluss fiir den optionalen Joystick

C Zur Verbindung mit dem Anschluss fiir Zusatzsignale am Spekirometer

D Zur Verbindung mit dem Anschluss ,Accessory” (Zubehér) des Spektrometers

E Anschluss fiir das Netzkabel

Thermo Scientific Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop 17



2. Uberblick

2.3 Optionaler Joystick

Sie kdnnen den optionalen Joystick zur Steuerung der Tischposition und der Probenbeleuchtung verwenden. Der Tisch und
die Beleuchtung kénnen auch lber die Software gesteuert werden.

Zum AnschlieRen des Joysticks stecken Sie das Datenkabel in den Anschluss ,Joystick® auf der Riickseite des Mikroskops.

Mo scientliic

A Bedienelement fiir die Drehen Sie den Knopf, um die Intensitat der Transmissions-Beleuchtung manuell zu
Transmissions-Beleuchtung erhéhen oder zu reduzieren.

B Bedienelement fiir die Drehen Sie den Knopf, um die Intensitat der Reflexions-Beleuchtung manuell zu
Reflexions-Beleuchtung erhéhen oder zu reduzieren.

Cc Joystick fiir die Tischsteuerung Driicken Sie den Joystick nach vorne, hinten, links oder rechts, um den Tisch entlang

der Probenebene zu bewegen.

Drehen Sie, um den Tisch nach oben oder unten zu bewegen.

D Bedienelement fiir die Ermdglicht es, die Tischgeschwindigkeit fiir eine prazise und langsame oder schnelle
Tischgeschwindigkeit Bewegung einzustellen.

18 Nicolet™ RaptlIR+™ FTIR-Mikroskop Thermo Scientific



2. Uberblick

2.4 Optionales Trinokular

Das Mikroskop ist entweder mit einem Monokular mit nur der Kamera oder mit einem Trinokular mit Kamera und visuellen
Okularen ausgestattet.

A Visuelle Okulare Einstellbare Okulare zur Betrachtung der Probe. Sie werden am besten mit dem
optionalen Joystick bedient.

B Ansichtswahlschalter mit drei Dient zur Steuerung des Lichtwegs fiir die Okulare.

Positionen
¢ Innen: Nur Okular, keine Kamera

« Mitte: Okular und Kamera

« AuBen: Nur Kamera, keine Okulare

C Kamera Die USB-Kamera wird iber die OMNIC Paradigm-Software gesteuert.

Thermo Scientific Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop 19
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2.5 Verwendung der OMNIC Paradigm-Software

Bedienen Sie das Mikroskop und analysieren Sie die Proben mit der OMNIC Paradigm-Software, der optimierten
Materialanalyse-Software von Thermo Scientific. Der benutzerfreundliche Dashboard-Bildschirm hilft Ihnen, den
Geratestatus und die letzte Arbeit anzuzeigen, die Spektren zu verarbeiten, eine Multikomponentensuche durchzufiihren
und neue Bibliotheken zu erstellen. Diese Software wurde speziell fiir Laborleiter und Lehrkrafte im Bereich der
Naturwissenschaften entwickelt und hilft bei der Automatisierung von Arbeitsablaufen mithilfe eines intuitiven Drag-and-
Drop-Arbeitsablaufs. Arbeiten Sie aus der Ferne und kooperieren Sie mit Kollegen rund um den Globus, wenn Sie OMNIC
Paradigm-Daten mit der Thermo Scientific Anwendung OMNIC Anywhere in die Cloud hochladen.

2.5.1 Benutzeroberflache

Beim Arbeiten mit Mikroskopie werden Sie hauptsachlich im Dashboard und in den Sitzungsansichten tatig sein.

Das Dashboard

Das Dashboard dient zum Starten einer neuen Sitzung, zur Bearbeitung von Messeinstellungen, zur Anzeige der letzten
Messungen, Berichte und Sitzungen und zum Anzeigen der Arbeitsablaufe.

Abbildung 2-1: Das Dashboard mit den Werkzeugen fiir die Mikroskopie

Display denify Configure @ bicoletisso raptR
(A ] | a 1
Open Specirum Dashboard
Dashboard | icroscope Sefup.
New Measurement Setings  Rapt - Facory Prset v i O
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/1 Autsfocus before capture
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Camera profile ~ Analyze particles Aperture vidth 100
@ ————— Memuements v Patweek ¥ IO ¢ vewomtowd inceins-  [IEEEN
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2. Uberblick

Symbolleiste

Sitzung starten

Tisch auswerfen

Messungen, Sitzungen und
Berichte

Arbeitsablaufe und Pakete

Einstellungen

Mehr

Erfassungseinstellungen

Vorschau

Arbeitsablauf- oder
Paketvorschau

Die Symbolleiste enthalt Schaltflachen fiir Funktionen und Werkzeuge, die Sie haufig
bendétigen und mit denen Sie zwischen den Dashboard-, Karten- und Spektrenansichten
navigieren kdnnen.

Nachdem Sie Ihre Probe geladen und einen Speicherort fiir die Mosaikerfassung
ausgewahlt haben, klicken Sie auf Start Session (Sitzung starten), um zur
Sitzungsansicht zu wechseln und automatisch ein Mosaikbild der Probe zu erfassen.
Wahlen Sie Autofocus before capture (Autofokus vor der Erfassung), um die Probe
automatisch optimal zu fokussieren.

Das Auswerfen des Tisches ist optional. Durch das Auswerfen wird der Tisch nach unten
und vorne gefahren, sodass Sie mehr Platz zum Laden der Probe haben. Nach dem
Laden der Probe klicken Sie auf Start Session (Sitzung starten), um den Tisch wieder
zuriick in Position zu bringen oder um ihn manuell zu bewegen.

Dient zur Anzeige von Messungen, Sitzungen und Berichten. Wahlen Sie in der Liste
eine Kategorie aus, um zwischen den Ansichten zu wechseln.

Hier werden Arbeitsabldufe zur Qualifizierung und Leistungspriifung sowie
benutzerdefinierte Arbeitsablaufe angezeigt. Weitere Informationen zur Erstellung und
Verwendung von Arbeitsablaufen finden Sie in den Bedienungsanleitungen und Tutorien
der OMNIC Paradigm-Software.

Dient zum Erstellen, Auswahlen, Speichern oder Léschen von Einstellungen.

Klicken Sie auf More (Mehr), um einen der Hauptbereiche des Dashboards zu erweitern
und zusatzliche Einstellungen oder Details anzuzeigen.

Die am haufigsten verwendeten Einstellungen werden hier im Bereich ,Neue Messung®
angezeigt. Klicken Sie auf More (Mehr) um zuséatzliche erweiterte Einstellungen
anzuzeigen, einschlieRlich Einstellungen fiir Hintergrundmessungen.

Dient zur Anzeige eines Vorschaubildes der ausgewahlten Messung, Karte oder des
ausgewahlten Berichts.

Dient zur Anzeige eines Vorschaubildes des ausgewahlten Arbeitsablaufs oder Pakets.
Fir gesperrte Arbeitslaufe wird anstelle der Vorschau des Arbeitsablaufs ein Logo
angezeigt.

Die Sitzungsansicht fiir die Mikroskopie

Analysieren Sie Ihre Probe in der Sitzungsansicht fiir die Mikroskopie. Hier kdnnen Sie lhre Probe anzeigen,
interessierende Bereiche fiir die Analyse festlegen und Probendaten messen.

Thermo Scientific

Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop
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Abbildung 2-2: Die Sitzungsansicht fiir die Mikroskopie in der OMNIC Paradigm-Software

2 OMNIC Paradigm

File Acquire Data Display Process Identify Configure Help W Nicolet iS50 RaptiR
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A Symbolleiste Dient zum Anzeigen zusétzlicher Mikroskopeinstellungen und Offnen der Live-Kameraansicht,
zum Erfassen eines neuen Mosaiks, zum Messen eines Spektrums oder zum Zuriickkehren zum
Dashboard.

B Kameraansicht Offnen Sie die Kameraansicht, um das visuelle Live-Bild der Probe anzuzeigen. Wahlen Sie

~Werkzeuge anzeigen®“, um die Beleuchtung, den Fokus und die Apertur einzustellen, ein
Ubersichtsmosaik zu erstellen, Objektive zu wechseln oder ein Live-Interferogrammsignal
anzuzeigen.

Verwenden Sie die Pfeile um das Live-Bild herum, um den Tisch ohne Joystick zu bewegen.

C Mosaikansicht Dient zur Anzeige des Mosaikbildes und ist der Hauptarbeitsbereich, indem Sie den
Hintergrundpunkt und die Regionen fiir die Analyse festlegen.



2. Uberblick

Thermo Scientific

Unverankerte
Symbolleiste

Analysebereich

Mosaik-Sky-
Ansicht

Analyse- und Navigationswerkzeuge fiir die Interaktion mit dem Mosaikbild.

o Cursor: Auswahl von Regionen, Punkten und Spektren

o Pan (Schwenken): Verwenden Sie diese Option, um den sichtbaren Teil des Mosaiks zu
verschieben.
o Mosaic (Mosaik): Verwenden Sie diese Option, um eine Region fiir ein Mosaik mit starker
Vergrofierung zu zeichnen.
¢ Analysewerkzeuge
« Background point (Hintergrundpunkt): Wahlen Sie einen Punkt, an dem Sie das
Hintergrundspektrum messen méchten.
o Area (Flache): Zeichnen Sie einen Bereich fiir die Regionsanalyse.

o Point (Punkt): Wahlen Sie einen Punkt zur Messung eines Spektrums aus.
o Line (Linie): Messen Sie eine Linienkarte.

« Particle analysis (Partikelanalyse): Zeichnen Sie eine Region fiir die Partikelanalyse.
(Dieses Werkzeug ist nur verfigbar, wenn im Dashboard ,Particle analysis*
(Partikelanalyse) ausgewahlt ist.)

« Ruler (Lineal): Verwenden Sie das Lineal, um Objekte in der Mosaikansicht zu messen.

« Stage (Tisch): Klicken Sie im Mosaik auf einen Punkt, um den Tisch an diese Position zu
bewegen.

« Region queue (Regionswarteschlange): Zeigen Sie alle Regionen und Punkte an, die derzeit
fur Ihre Analyse ausgewahlt sind. (Dies sind die Positionen, die gemessen werden, wenn Sie
auf ,Sample” (Probe) klicken.)

Im Analysebereich kénnen Sie Ihre Mosaike, Hintergrundspektren, Profile und den Verlauf
anzeigen.

Die Sky-Ansicht zeigt eine Ubersicht (iber das Mosaik. Die Sky-Ansicht zeigt lhnen beim

Vergrofiern an, welchen Teil des Mosaiks Sie gerade sehen. Sie kdnnen die Sky-Ansicht
verwenden, um durch das gesamte Mosaik zu navigieren.

Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop
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3.1 Vorbereiten des Mikroskops

Zum Starten lhrer Analyse kiihlen Sie den Mikroskopdetektor (falls anwendbar), schalten Sie das System ein und starten
Sie die OMNIC Paradigm-Software.

3.1.1 Einschalten des Computers

Bevor Sie das Mikroskop einschalten, schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Windows-Anmeldebildschirm
angezeigt wird. Wenn Sie das Mikroskop vor dem Computer einschalten, kann die OMNIC Paradigm-Software
maoglicherweise nicht mit dem Mikroskop oder der Kamera kommunizieren.

¢ Schalten Sie in diesem Fall das Mikroskop aus und wieder ein.

¢ Wenn das Problem bestehen bleibt, schalten Sie den Computer und das Mikroskop aus. Starten Sie den Computer und
warten Sie, bis der Anmeldebildschirm angezeigt wird. Schalten Sie dann das Mikroskop ein.

3.1.2 Einschalten des Mikroskops und des Spektrometers

Einschalten des Spektrometers Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Spekitrometers.

Um das Mikroskop einzuschalten, driicken Sie die Ein/Aus-Taste auf dem vorderen Bedienfeld. Die blaue LED blinkt
wahrend der Initialisierung und leuchtet kontinuierlich blau, wenn das Mikroskop betriebsbereit ist.

25 Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop Thermo Scientific



3. Vorgang

3.1.3 Starten der OMNIC Paradigm-Software

Die OMNIC Paradigm-Software dient zur Steuerung des Mikroskops und zur Analyse der Proben.
Wenn Sie erst die Software und dann das Mikroskop einschalten, Giberpriift die Software die Grenzen der Tischbewegung,
um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.
¢ So starten Sie die OMNIC Paradigm-Software und stellen eine Verbindung zum Mikroskop her
1. Starten Sie die OMNIC Paradigm-Software.

2. Wenn die Software bereits mit dem Mikroskop verbunden ist, wird flir den Geratestatus ,Nicolet iS50 RaptIR" und ein
griines Hakchen angezeigt.

Abbildung 3-1: Griines Hakchen in der OMNIC Paradigm-Software

v Nicolet iS50 RaptiR

3. Wenn die Software noch nicht mit dem Gerat verbunden ist, verbinden Sie sie jetzt.

a. Gehen Sie zu Configure > Connectivity (Konfigurieren > Konnektivitdt) und wahlen Sie das Spektrometer aus.
Klicken Sie auf Connect (Verbinden).

Configure

b. Um zur Mikroskopieansicht zu wechseln, klicken Sie auf Configure > Sample Location > Right Microscope
(Konfigurieren > Probenort > Rechtes Mikroskop). Das Dashboard andert sich und enthalt nun
Mikroskopiewerkzeuge. Um wieder zu den Spektroskopiewerkzeugen zuriickzukehren, wahlen Sie in lhrem
Hauptspektrometer ein anderes Zubehér oder Modul fiir den Probenort.

3.1.4 Kiihlen des Detektors

Ihr Mikroskop kann mit Flissigstickstoff gekuihlte MCT-Detektoren verwenden. Bevor Sie das Mikroskop mit diesen
Detektoren verwenden, vergewissern Sie sich immer, dass sich genligend Flissigstickstoff im Dewargefald befindet.

Weitere Informationen zu den verfligbaren Detektoren finden Sie unter Vom Benutzer austauschbare Detektoren.

Thermo Scientific Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop
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Das Flussigstickstoff-Dewargefal fasst 1 Liter Flissigstickstoff. Wenn der Detektor gemafR dem folgenden Verfahren
gekuhlt wird, sollte er etwa 18 Stunden lang kiihl bleiben.

Gefrierverbrennungen vermeiden.
Flussigstickstoff ist extrem kalt und stellt deshalb eine Gefahr dar.

« Tragen Sie Schutzkleidung und Schutzbrille und setzen Sie sichere Standard-Laborarbeitsweisen
ein, um Verletzungen zu vermeiden.

« Giel3en Sie den Flussigstickstoff langsam ein. Wenn Sie zu schnell gieRen, kann es zu einem
Spritzen des Stickstoffs kommen.

¢ Sofiillen Sie das Fliissigstickstoff-Dewargefa® auf
1. Offnen Sie den Deckel des DewargefaRes und entfernen Sie den Kunststoffstopfen vom DewargefaR.

2. Setzen Sie den Trichter in das Dewargefal des Detektors ein und gieen Sie den Flussigstickstoff langsam in den
Trichter hinein. (Dabei werden normalerweise kleine Mengen von Flissigstickstoff verschiittet, das schadet dem
Gerét nicht.) Lassen Sie dann den Flissigstickstoff zwei oder drei Mal vollstandig ablaufen. Warten Sie, bis die
Dampfwolke verschwunden ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang, bis das Dewargefald gefillt ist. Fullen Sie
den Trichter langsam weiter, bis 1 Liter Flissigstickstoff verbraucht ist oder bis der Stickstoff unter dem Trichter
Bladen bildet. Beenden Sie den Flillvorgang an diesem Punkt.

3. Entfernen Sie den Trichter.

4. Warten Sie, bis die Dampfwolke verschwunden ist, und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den Deckel des Dewar-
gefales schlieen, damit die Dichtung auftauen kann.

5. Warten Sie 20 Minuten lang und wiederholen Sie den Vorgang dann, um sicherzustellen, dass das Dewargefaf
vollstandig gefullt ist.
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3.2 Vom Benutzer austauschbare Detektoren

Das RaptIR+ Mikroskop ist mit mehreren einfach austauschbaren Detektoren kompatibel, um Sie bei der Optimierung lhrer
Datenerfassung zu unterstiitzen. Jeder verfligbare Detektor wird von der OMNIC Paradigm-Software bei der Installation
erkannt und |adt seine eigenen werkseitig festgelegten Standardeinstellungen, Sie kénnen jedoch basierend auf lhrem

Analysebedarf eigene Einstellungen festlegen.

Die Detektoren sind universell und kdnnen mit jedem RaptlR+ Gerat ohne Nachkalibrierung verwendet werden. Sie kdnnen

aulRerdem ausgetauscht werden, ohne die Stromversorgung abzuschalten.
Tragen Sie bei der Handhabung der Detektoren immer personliche Schutzausristung (PSA).

Fir das Mikroskop sind folgende Detektoren verfiigbar:

Detektor Beschreibung

MCT-A Schneller, hochempfindlicher Detektor mit eingeschranktem Spektralbereich. Erfordert
Flussigstickstoff.
Schneller Detektor mit 20 bis 30 % weniger Empfindlichkeit im Vergleich zum MCT-A,
MCT-B jedoch einem weiteren Spektralbereich fir tieffrequente Vibrationen, ideal fir die Arbeit
mit Polymeren und anderen anorganischen Materialien. Erfordert Flissigstickstoff.

Spezialisierter Nah-Infrarot-Detektor mit hohem Spektralbereich, ideal fiir Arzneimittel.
Erfordert keinen Flissigstickstoff. Beachten Sie, dass der InGaAs-Detektor eine CaF2-
oder XT-KBr-Strahlteiler-Konfiguration erfordert (bevorzugt Ersteres), um
ordnungsgemaf zu funktionieren. Dies wird zum Kaufzeitpunkt konfiguriert.

InGaAs

TE-gekulhlter Detektor mit niedriger Sensitivitat. Erfordert keinen Flussigstickstoff. Bitte
TEC-MCT warten Sie bis zu eine Minute lang, bis dieser Detektor seine Betriebstemperatur
erreicht hat.

Spektralbereich

7.800 bis 650 cm-1

7.800 bis 450 cm-1

11.700 bis 3.800 cm-1

7.800 bis 1.000 cm-1

Gefahr vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Dewargeféafie der Detektoren leer sind, bevor Sie sie bewegen.
Versuchen Sie nicht, einen Detektor zu entfernen, wenn sich Fliissigstickstoff im Dewargefal befindet.

VORSICHT

Gefahr vermeiden. Lassen Sie bei gedffneten Deckeln nichts in die Detektorkammer fallen.
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3.2.1 So installieren Sie einen austauschbaren RaptIR+-Detektor

1. Offnen Sie die obere Klappe des RaptIR+-Mikroskops. Wenn sie verriegelt ist, drehen Sie die Hauptverriegelung in die
entriegelte Position, um sie zu 6ffnen.

Wenn ein Detektor eingesetzt ist, entfernen Sie ihn gemal den Anweisungen in So entfernen Sie einen
austauschbaren RaptIR+-Detektor.

Abbildung 3-1: Obere Klappe, geschlossen und offen

Abbildung 3-2: Verriegelung: verriegelte und entriegelte Position

Hinweis Die OMNIC Paradigm-Software sucht in Fiinf-Sekunden-Intervallen nach einem Detektor. Es kann keine
Datenmessungssitzung gestartet werden, ohne dass ein Detektor installiert ist. Wenn dies versucht wird, gibt das
System eine Popup-Warnmeldung aus.
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Abbildung 3-3: Meldung ,Detector Missing” (Detektor fehlt) in der OMNIC Paradigm-Software

Detector Missing

Cannot begin a session while the RaptIR detector is not
installed.

Close

2. Heben Sie den gewlinschten Detektor an den Griffen an und setzen Sie ihn in die Aufnahme ein. Setzen Sie den
Detektor vorsichtig ein, bis er den Boden erreicht; lassen Sie ihn nicht hineinfallen. Unter anderem sind Detektoren des
Typs MCT-A, MCT-B, InGaAs und TEC-MCT verfligbar.

Abbildung 3-4: Anheben/Einsetzen eines Detektors

3. Wenn der Detektor eingesetzt ist, drehen Sie die beiden kleineren Verriegelungen in die verriegelte Position, um den
Detektor auf dem Gerat zu fixieren.
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Abbildung 3-5: Detektorverriegelung

10399320 ZN1 V-LOW

4. SchlielRen Sie die obere Klappe und drehen Sie die Hauptverriegelung in die verriegelte Position.

Abbildung 3-6: Obere Klappe (verriegelt)
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5. (Optional) Die obere Klappe ist mit einer Stickstoff-Einfull6ffnung fir Detektoren versehen, die Stickstoff bendtigen.

Um Stickstoff iiber die Offnung einzufiillen, siehe Kiihlen des Detektors.

Abbildung 3-7: Einfillé6ffnung des Dewargefalles (geschlossen, offen)

3.2.2 So entfernen Sie einen austauschbaren RaptIR+-Detektor

HINWEIS

Versuchen Sie nicht, einen Detektor wahrend einer Datenmessungssitzung in der OMNIC Paradigm-Software zu entfernen.
Andernfalls wird Ihre Sitzung automatisch geschlossen und unterbrochen.

1. Offnen Sie die obere Klappe des RaptIR+-Mikroskops. Wenn sie verriegelt ist, drehen Sie die Hauptverriegelung in die
entriegelte Position, um sie zu 6ffnen. (Warten Sie, bis das Dewargefal leer ist, bevor Sie den Detektor entfernen.)

Abbildung 3-8: Offene Verriegelung mit eingesetztem Detektor
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Abbildung 3-9: Verriegelung: verriegelte und entriegelte Position

R

2. Drehen Sie im Inneren die beiden kleineren Verriegelungen am Detektor in die entriegelte Position.

Abbildung 3-10: Entriegelte Detektorverriegelungen

2y

“ 3
'\_) MCT-A LN2 Detector
AQOQ !

®

a
\

3. Heben Sie den Detektor an den Griffen aus der Aufnahme heraus und stellen Sie ihn an einem sicheren Ort auf eine
flache, ebene und unbewegliche Oberflache.

Abbildung 3-11: Anheben/Einsetzen eines Detektors

4. SchlielRen Sie die obere Klappe des RaptIR+-Mikroskops (oder setzen Sie einen neuen Detektor ein) und drehen Sie
die Hauptverriegelung in die verriegelte Position.

Hinweis Um lhre Detektoren bestmdglich zu schiitzen, lagern Sie sie in der Original-Lieferverpackung.
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3.2.3 Optimieren der austauschbaren Detektoren

Die Optimierung der Detektoren ist wichtig, um die Qualitat Ihrer Spektraldaten sicherzustellen. Die OMNIC Paradigm-
Software zeigt ein gelbes Systemstatus-Symbol an, wenn eine Optimierung empfohlen wird. Bei der Optimierung wird die
Systemverstarkung eingestellt, um die Sensitivitdt zu erhéhen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Signale den
Detektor nicht sattigen.

Hinweis Wenn Sie einen mit Flussigstickstoff gekiihlten Detektor verwenden, lassen Sie ihn vor der Optimierung
abkuhlen. Weitere Einzelheiten dazu siehe Kiihlen des Detektors.

Hinweis Fir die Optimierung mussen die richtige Standardquelle und der richtige Strahlteiler installiert sein. Wenn die
Optimierung fehlschlagt, z. B. weil die richtige Konfiguration nicht verfligbar ist oder aus anderen Griinden, bedeutet
das nicht unbedingt, dass ein Problem vorliegt oder das System nicht verwendet werden kann.

Klicken Sie auf das Statussymbol in der oberen rechten Ecke, um die Statusdetails in Gelb anzuzeigen. Wenn ein gelbes
Symbol neben Not optimized (Nicht optimiert) angezeigt wird, sollten Sie den Detektor optimieren.

¢ So optimieren Sie den Detektor

1. Gehen Sie zu Acquire Data > Diagnostics > Optimize Detector (Daten erfassen > Diagnostik > Detektor
optimieren).

Abbildung 3-12: Pfad zur Option ,Optimize Detector” (Detektor optimieren) in der OMNIC Paradigm-Software

% OMNIC Paradigm

File Acquire Data Display Process

Open Spectrum
Dashboard

Diagnostics Align Spectrometer

0.Cully Open Settings Reset Spectrometer

. Export Settings Optimize Detector
Instrument Health

( Sampli

Autofocus before capture

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und warten Sie, bis der Vorgang beendet ist.
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Abbildung 3-13: Popup-Meldung fiir Detektoroptimierung

Information

To optimize the detector, remove the sample holder from
the instrument and keep clear of the stage.

Wenn der Status griin wird, haben Sie Ihren Detektor erfolgreich optimiert.

Abbildung 3-14: Popup-Meldung fir erfolgreiche Optimierung

Information

Optimization successful.
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3.3 Analysieren von Proben

Verwenden Sie die OMNIC Paradigm-Software, um das Mikroskop zu bedienen und Proben zu analysieren. In der Regel
fuhren Sie zur Analyse |hrer Probe folgende Schritte aus:

* Bereiten Sie die Proben vor und laden Sie sie.

» Erfassen Sie eine visuelle Darstellung der Probenoberflache. Dieses Bild wird als Mosaik bezeichnet.
¢ Messen Sie ein Hintergrundspektrum.

¢ Analysieren Sie die Probe.

Mit der OMNIC Paradigm-Software kdnnen Sie das Mikroskop entweder mit Automatisierungsfunktionen einrichten und
verwenden, die Sie bei der Beleuchtung und Fokussierung der Probe, Erfassung eines Mosaiks und Lokalisierung eines
Hintergrundpunkts unterstiitzen, oder Sie kdnnen das Mikroskop manuell ohne Automatisierung verwenden und lIhre Probe
visuell untersuchen, bevor Sie Bilder oder Daten erfassen.

In jedem Fall besteht der erste Schritt im Laden lhrer Probe.

3.3.1 Laden einer Probe

Werfen Sie den Tisch aus, um zur Positionierung lhrer Probe einen besseren Zugang zu dem Tisch zu haben. Wenn lhre
Probe klein ist und sich einfach platzieren lasst, kdnnen Sie sie positionieren, ohne den Tisch auszuwerfen.

¢ So setzen Sie eine Probe ein

1. Klicken Sie in der Software auf Eject Stage (Tisch auswerfen). Durch das Auswerfen des Tisches wird er abgesenkt
und herausgeschoben, sodass Sie leichter eine Probe laden kénnen.

2. So setzen Sie den Probenobjekttrager ein. Der Tisch passt in einen Universalprobenhalter. Verwenden Sie die roten
Markierungen, um den Probenhalter ordnungsgemaf auszurichten.

Abbildung 3-1: Probeneinsatz

Wenn lhre Probe installiert ist, kbnnen Sie die Sitzung starten und ein Mosaik erfassen.
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37

Wenn Sie den Tisch ausgeworfen haben, fahrt der Tisch beim Starten der Sitzung automatisch zurtick in Position. Der Tisch
kann ausgeworfen bleiben, bis Sie die Sitzung starten.

3.3.2 Vorbereiten der Messeinstellungen

Nachdem Sie Ihre Probe geladen haben, tiberpriifen Sie die Messeinstellungen auf dem Dashboard. Die am haufigsten
verwendeten Einstellungen werden zuoberst angezeigt und Sie kénnen auf die Schaltflache ,More* (Mehr) klicken, um
zusatzliche erweiterte Einstellungen anzuzeigen.

Nahere Informationen zu den einzelnen Messeinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der OMNIC Paradigm-
Software.

¢ Um sich Ihre Mikroskopiesitzung mithilfe der Automatisierungsfunktionen zu vereinfachen, wahlen Sie in der Liste
,Mosaic Capture® (Mosaikerfassung) einen Mosaiktyp aus und aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Autofocus before
capture” (Autofokus vor der Erfassung). Wenn Sie den RaptlR-Probenhalter verwenden, aktivieren Sie in den
Hintergrundeinstellungen das Kontrollkdstchen Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder (Feste
Referenzposition auf dem RaptIR-Probenhalter verwenden).

e Um lhre Sitzung manuell durchzufiihren, wahlen Sie ,Autofocus before capture® (Autofokus vor der Erfassung) ab und
wahlen Sie in der Liste ,Mosaic Capture” (Mosaikerfassung) die Option ,Custom Mosaic" (Benutzerdefiniertes Mosaik)
aus.

Abbildung 3-2: Einstellungen fiir die Mosaikerfassung

2 OMNIC Paradigm

File Acquire Data cess Identify Configure W Nicolet 550 RaptiR (Simulation)

2 oM & E |
Open Spectrum ibe

Dashboard | Microscope Setup

New Measurement Settings  RaptIR - Factory Preset v “ m

Session name Tag Step size 100

Start Session

Final format Absorbance v Resolution (cm-1) v

/| Autofocus before capture
Sample scans 1 Profile Peak v Aperture height 100

Eject Stage Mosaic capture Center of glass slide Analyze using Reflection ~

Camera profile v Analyze particles Aperture width 100

Hinweis Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Particle Analysis (Partikelanalyse), um Gruppen von kleinen Partikeln zu
analysieren. Wenn diese Option ausgewahlt ist, werden in der Sitzungsansicht die Werkzeuge fir die Partikelanalyse
angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Particle Analysis“ (Partikelanalyse), um stattdessen Bereiche, Linien
und einzelne Probennahmepunkte zu analysieren.

Hinweis Wenn Sie das 40x-Objektiv mit dem manuellen Fokussierring verwenden, vergewissern Sie sich, dass der
Fokussierring auf die Position 0 eingestellt ist. Ein falsch positionierter Fokussierring kann die automatische
Fokussierung beeintrachtigen.
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3.3.3 Uberpriifen Ihrer Hintergrundeinstellungen

Uberpriifen Sie lhre Einstellungen fiir die Hintergrunderfassung, bevor Sie lhre Sitzung starten.

BACKGROUND

|| use the fixed reference location on the RaptiR sample holder

. Match sample scans

Set background scans

. Measure background before each region

I} Measure background once for entire sample

Tabelle 3-1: Hintergrundeinstellungen fiir Mikroskopie

Einstellung

Use the fixed reference location
on the RaptIR sample holder
(Feste Referenzposition auf dem
RaptIR-Probenhalter verwenden)

Match sample scans
(Probenscans abgleichen)

Set background scans
(Hintergrundscans festlegen)

Measure background before each
region (Hintergrund vor jeder
Region messen)

Measure background once for
entire sample (Hintergrund einmal
fiir die gesamte Probe messen)

Beschreibung

Der RaptIR-Probenhalter ist mit integrierten Referenzpunkten fiir Transmissions- und
Reflexionsanalysen ausgestattet. Wahlen Sie diese Option, um den Tisch nach der
Erfassung |hres ersten Mosaiks automatisch an die Referenzposition zu bewegen.

Diese Option ist nicht verfligbar, wenn Sie in der Liste ,Mosaic Capture” (Mosaikerfassung)
die Option ,Custom Mosaic* (Benutzerdefiniertes Mosaik) ausgewahlt haben.

Nahere Informationen finden Sie unter Messen eines Hintergrundspektrums.

Bei Auswahl ist die Anzahl der fur die Hintergrundmessung verwendeten Scans identisch
mit der Anzahl der Scans, die fiir die Probenmessung verwendet wird.

Wabhlen Sie diese Option, um flur den Hintergrund eine andere Anzahl von Scans zu
verwenden als flr die Probe.

Bei Auswahl misst die Software vor jeder neuen Region der Probe einen neuen
Hintergrund. Wenn Sie zum Beispiel drei Bereiche in lhrer Probenmessung haben und
diese Option aktiviert ist, erfasst die Software vor jedem Bereich einen neuen Hintergrund.

Beachten Sie, dass eine Gruppe von Punkten, die dieselben Messeinstellungen
verwenden, als eine einzige Region betrachtet wird.

Bei Auswahl dieser Option wird nur dann ein neuer Hintergrund erfasst, wenn sich die
Messeinstellungen geéndert haben. Bei Aktivierung dieser Option wird zum Beispiel nur ein
Hintergrund erfasst, wenn Sie drei Bereiche in einer Probenerfassung messen und diese
alle auf denselben Messeinstellungen beruhen.

3.3.4 Erfassen eines Mosaiks

Wenn lhre Probe in Position ist, erfassen Sie ein Mosaik. Bei einem Mosaik handelt es sich um ein visuelles Bild der
Probenoberflache. Die Kamera nimmt eine Reihe kleiner, hochauflésender Bilder auf und fiigt sie zu einem einzigen Mosaik
zusammen, sodass Sie ein grofRes Bild der Probenoberflache erhalten, das Sie fur die Analyse verwenden kénnen. Das
Mosaik dient als Arbeitsbereich fur die Analyse, in dem Sie interessierende Regionen erkunden und Bereiche und Punkte
fur die IR-Datenerfassung festlegen kdnnen.
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Im Allgemeinen erfassen Sie bei der Analyse einer Probe ein Mosaikbild mit geringer Vergréerung mit einem 4x-
VergréRerungsobjektiv. Passen Sie danach die Einstellungen wie erforderlich an und erfassen Sie bei Bedarf ein
Mosaikbild mit starker Vergroéf3erung von einem kleineren Bereich mit einem 15x- oder 30x-Objektiv. Nachdem Sie ein
Mosaik erfasst haben, zeichnen Sie Regionen oder wahlen Sie Partikel aus, und beginnen Sie dann mit der Messung von
Daten.

Um ein Mosaik zu erfassen, missen Sie Ihre Erfassungseinstellungen tberpriifen, eine Position fiir die Mosaikerfassung
auswahlen und dann auf ,Start Session” (Sitzung starten) klicken.

% So erfassen Sie ein Mosaik

1. Wahlen Sie im Dashboard Autofocus before capture (Autofokus vor der Erfassung) aus und Uberpriifen Sie die
Einstellungen fir lhre Sitzung. Wenn diese Option ausgewahlt ist, beleuchtet die Software die Probe automatisch und
fokussiert sie. Wahlen Sie die Option ab, um die Fokussierung manuell durchzufiihren.

2. Wabhlen Sie eine Position in der Liste Mosaic Capture (Mosaikerfassung) aus. Dies teilt der Software mit, wo sie lhre
Probe findet und wo das Mosaik erfasst werden soll. Um die Sitzung zu starten, ohne automatisch ein Mosaik zu
erfassen, wahlen Sie Custom Mosaic (Benutzerdefiniertes Mosaik).

3. Kiicken Sie auf Start Session (Sitzung starten).

Der Tisch bewegt sich zu Ihrer Probe und bringt sie in den Fokus. Die Software erfasst ein Mosaik mit geringer
Vergrofierung und wechselt dann zum Objektiv mit hoher VergroRerung. Wenn Sie die Option Use the fixed reference
location on the RaptIR sample holder (Feste Referenzposition auf dem RaptlR-Probenhalter verwenden)
ausgewahlt haben, erfasst die Software eine Momentaufnahme mit hoher Vergréfierung. Danach bewegt sich der
Tisch automatisch zur Referenzposition, um eine Hintergrundmessung zu erfassen.

Wenn Sie in der Liste ,Mosaic Capture” (Mosaikerfassung) den Eintrag ,Custom Mosaic* (Benutzerdefiniertes Mosaik)
ausgewahlt haben, wechselt die Software zur Sitzungsansicht, ohne ein Mosaik zu erfassen.

3.3.5 Messen eines Hintergrundspektrums

Bevor Sie Probendaten erfassen, messen Sie ein Hintergrundspektrum.

Der RaptlR-Probenhalter ist mit integrierten Referenzpunkten ausgestattet, die Sie flir Ihre Hintergrundmessungen
verwenden kénnen. Bei Auswahl der Option Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder (Feste
Referenzposition auf dem RaptIR-Probenhalter verwenden) bewegt sich der Tisch automatisch in die Referenzposition
erstellt eine Mosaik-Momentaufnahme. Sie kdnnen dann einen Hintergrundpunkt wie (blich setzen.
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Abbildung 3-3: Probenhalter

A Referenzpunkt fiir Reflexionsanalysen

B Referenzpunkt fir Transmissionsanalysen

¢ So messen Sie ein Hintergrundspektrum

1. Wahlen Sie auf der unverankerten Symbolleiste das Werkzeug Background (Hintergrund). B2

2. Klicken Sie an dem Punkt auf das Mosaik, an dem Sie den Hintergrund messen méchten. Im Spektralbereich wird ein
Live-Einstrahlspektrum angezeigt. Bestimmen Sie anhand von diesem Spektrum, ob Sie diesen Punkt fiir die
Hintergrundmessung verwenden mochten. Klicken Sie erneut auf das Mosaik, um den Hintergrundpunkt zu
verschieben.

3. Wenn Sie mit dem Hintergrundpunkt zufrieden sind, klicken Sie auf Accept Background (Hintergrund akzeptieren).
Dies ist die Gelegenheit, eine bessere Hintergrundposition zu wahlen, bevor Sie die Daten messen.

4. Kilicken Sie auf Measure Background (Hintergrund messen). Das Hintergrundspektrum wird erfasst. Nach Abschluss
des Vorgangs wird es zur Registerkarte ,Background (Hintergrund) der Registerkarte ,Spectra“ (Spektren)
hinzugefiigt.



3. Vorgang

Abbildung 3-4: Mosaik-Hintergrund

550 RaptR

» -

Background | Sample

Background 12/21/2021 1139 AM (GMT-06:
~an

erieogram @ Single Beam FinaFormat |

Wenn Sie mehrere Bereiche Uber einen Zeitraum hinweg messen, ersetzen Sie regelmalig die Hintergrundmessung.
Im Allgemeinen sollten Sie immer eine aktuelle Messung des Hintergrunds durchfiihren, bevor Sie die Probe messen.

3.3.6 Analysieren von Flachen, Linien und Punkten

Erstellen Sie ein chemisches Bild von einem Bereich der Probenoberflache, indem Sie eine oder mehrere Regionen
festlegen, die analysiert werden sollen. Sie kénnen die Probe auch mit dem Punktwerkzeug an einzelnen Punkten messen
oder mit dem Linienwerkzeug entlang einer Linie messen. Sie kdnnen Flachen, Linien und Punkte zusammen messen.

Fir die Messung von Flachen, Punkten und Linien miissen Sie zuerst ein Mosaik erfassen und den Hintergrund messen.

¢ So analysieren Sie Flachen, Linien und Punkte

1. Siehe Erfassen eines Mosaiks.

2. Siehe Messen eines Hintergrundspektrums.

3. Legen Sie die Flachen, Linien und Punkte fest, die analysiert werden sollen. Sie kdnnen mehrere Flachen und Punkte
zu einer einzelnen Analyse hinzufligen.

Dieses Werkzeug

. Vorgehensweise
wahlen

Analyse von

1. Wabhlen Sie das Flachenwerkzeug

I:I aus.
Flache

2. Zeichnen Sie die Flache durch
Klicken und Ziehen auf dem Mosaik.
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3. Vorgang

1. Wahlen Sie das Linienwerkzeug
aus.

Linien

(Nicht verfugbar, wenn Sie wahrend der IR-

2. Zeichnen Sie eine Linie durch
Datenerfassung den Polarisator verwenden)

Klicken und Ziehen.

1. Wabhlen Sie das Punktwerkzeug

aus.
Punkte

2. Kilicken Sie, um einen Punkt

hinzuzufligen.

Verwenden Sie das Cursorwerkzeug, um Flachen, Linien und Punkte auszuwahlen oder zu Idschen.
4. Wenn Sie mit dem Hinzufligen von Regionen und Punkten fertig sind, klicken Sie auf Sample (Probe).

5. Offnen Sie die ,Region Queue* (Regionswarteschlange), um Details fiir alle Flachen, Linien und Punkte in lhrer
Messung anzuzeigen und zu verfeinern. Sie kdnnen auch eine Hintergrundmessung auswahlen, die jeder Region
zugeordnet werden soll.

Nach Abschluss der Messung zeigen Sie die Ergebnisse auf der neuen Registerkarte an.

Weitere Informationen zum Analysieren und Weitergeben lhrer Ergebnisse siehe Die nachsten Schritte.

3.3.7 Partikel analysieren

Verwenden Sie die Partikelanalyse-Werkzeuge, um Partikel zu lokalisieren, zu charakterisieren und zu identifizieren.

< So analysieren Sie Partikel
1. Bereiten Sie lhre Probe vor.
2. Aktivieren Sie im Dashboard das Kontrollkéstchen Analyze particles (Partikel analysieren).

Abbildung 3-5: Kontrollkastchen ,Analyze particles” (Partikel analysieren)

New Measurement Settings  RaptlR - Factory Preset v m m

Session name Tag Step size 100

Start Session Final format Absorbance v Resolution (cm-1) a4

/I Autofecus before capture Sample scans 1 Profile Peak v Aperture height 100

m Mosaic capture Center of glass slide Analyze using Reflection v
|  Analyze particles

Camera profile v Aperture width 100
Enable Polarizer acquisition

3. Erfassen eines Mosaiks.

4. Uberpriifen Sie in der Sitzungsansicht das Mosaik und nehmen Sie bei Bedarf Anderungen am Fokus und an der
Beleuchtung vor. Erfassen Sie bei Bedarf ein Mosaik mit starker VergrofRerung.

5. Messen eines Hintergrundspektrums.

Thermo Scientific Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop
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3. Vorgang

6. Analysieren Sie Partikel.

a. Wahlen Sie das Partikelanalyse-Werkzeug und zeichnen Sie durch Klicken und Ziehen ein Rechteck auf dem
Mosaik. Dies ist der interessierende Bereich, in dem die Software Partikel erkennt. Nach dem Zeichnen einer
Region wird der Bereich ,Partikelanalyse” getffnet.

Abbildung 3-6: Einrichtung der Partikelanalyse in der OMNIC Paradigm-Software

Image Processing
Separate touching particies Background | Sample
W/ Exclude partially visible partcies

W Patch holes
Place Background Point to view Background
Prevew

Background 1272172021 12:21 PM (GMT-06
RN

Fil Hole Size:
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b. Verfeinern Sie Ihre Auswahl mit den Optionen und Auswahlwerkzeugen. Wahlen Sie nach einer Aktualisierung der
Einstellungen Recalculate (Neu berechnen), um die Partikel zu aktualisieren.

Detaillierte Erlauterungen der Werkzeuge und Einstellungen fiir die Partikelanalyse finden Sie in den
Bedienungsanleitungen und Tutorien der OMNIC Paradigm-Software.

c. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Accept (Akzeptieren). Dadurch werden die
Auswahleinstellungen zwar gespeichert, aber noch keine Daten gemessen.

d. Klicken Sie auf Sample (Probe).

9. Nach Abschluss der Messung zeigen Sie die Ergebnisse auf der neuen Registerkarte an. Weitere Informationen zum
Analysieren und Weitergeben |hrer Ergebnisse siehe Die nachsten Schritte.

3.3.8 Die nachsten Schritte

¢ Anwenden von Profilen, um Eigenschaften der Probendaten visuell darzustellen

¢ Anwenden der Verarbeitung auf ausgewahlte Spektren

Erstellen von Berichten oder Exportieren von Daten

¢ Nahere Untersuchung von Spektren in der Spektrenansicht.

43 Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop Thermo Scientific



3. Vorgang

3.4 ATR-Messungen

Mit Hilfe des optionalen aufsteckbaren ATR-Zubehérs flir die abgeschwéchte Totalreflexion kénnen Sie stark
infrarotabsorbierende oder schwer vorzubereitende mikroskopische Materialien analysieren, hdufig mit wenig oder gar
keiner Probenvorbereitung. Beispiele flir derartige Materialien sind Polymere, Beschichtungen, Gummis, beschichtetes
Papier und biologische Materialien.

Zu den Anwendungen der ATR-Mikroskopie gehdren:
¢ Analyse der Oberflache einer Probe.
¢ Analyse von stark absorbierenden Materialien und den Oberflachen dicker Proben.
¢ Analyse von Oberflachenbeschichtungen.

¢ Analyse von Fehlern, Einschlissen oder Schaden in Oberflachen.

3.4.1 Einsetzen eines aufsteckbaren ATR-Zubehors

Das aufsteckbare ATR-Zubehor passt auf das 15x Objektiv und verfligt iber zwei Positionen:

¢ Aufstecken bis zur Halfte bzw. zum ersten Anschlag zum Durchschauen. Verwenden Sie den Kameramodus, um die
Probe anzuzeigen.

* Vollstdndiges Aufstecken, d. h. bis zum zweiten Anschlag fir ATR

Ein Sensor im Mikroskop erkennt, wenn das ATR-Zubehor eingesetzt ist, und die Software fordert Sie auf, es nach Bedarf
einzusetzen oder zu entfernen.

3.4.2 Datenmessung mit ATR

Zur Verwendung des ATR-Kristallzubehors fiir lnre Messung setzen Sie das Kristallzubehor ein, bereiten die
Messeinstellungen vor und messen die Probe.

¢ So filhren Sie eine ATR-Messung durch
1. Wahlen Sie im Dashboard ATR aus der Liste Analyze using (Analysieren mit) aus.

Abbildung 3-1: Analysieren mit: ATR

New Measurement Settings  RaptIR - Factory Preset v m m

Session name Tag Step size 100

Start Session Final format Absorbance v Resolution (cm-1) v

] Autofocus before capture Sample scans 1 Profile Peak v Aperture height 100

Mosaic capture Center of glass slide ™ Analyze using Reflection ~

. Analyze particle Reflection
Camera profile v Transmission

Aperture width 100
Enable Polarize | gy
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2. Erfassen eines Mosaiks.

Nach der Erfassung eines Mosaiks kdnnen Sie den Hintergrund mit dem eingesetzten Kristall messen und dann die
Probe mit den Flachen- oder Punktwerkzeugen messen, so wie dies bei einer standardmafigen Reflexionsmessung
Uiblich ist. Im Allgemeinen sind die standardmaRigen Einstellungen unter ATR Contact (ATR-Kontakt) ausreichend.
Wenn Sie die Kontakteinstellungen anzeigen oder andern méchten, 6ffnen Sie vor der Messung des Hintergrunds oder
der Probe die Ansicht ATR Contact (ATR-Kontakt).

3. Optional: Uberpriifen und bearbeiten Sie die Einstellungen unter ATR Contact (ATR-Kontakt).
a. Kilicken Sie in der Sitzungsansicht auf ATR Contact (ATR-Kontakt), um die ATR-Einstellungen anzuzeigen.

Abbildung 3-2: ATR-Kontakt

Z OMNIC Paradigm

File Acquire Data

Background will be collected when map is

&:
2
Einstellung Beschreibung
Target pressure Dies ist der Zieldruck, der bei der Messung angewendet wird. Verwenden Sie den
(Zieldruck) Schieberegler oder geben Sie einen genauen Wert ein.

Der vertikaler Abstand, um den sich der Tisch bewegt, nachdem der ATR-Kontakt

Release distance aufgehoben wird. Ein groRerer Abstand schafft einen groReren Freiraum, fiihrt jedoch auch

(Freigabeabstand) dazu, dass die ATR-Messung léanger dauert, da sich der Tisch an jedem Punkt weiter weg
bewegt.

Contact (Kontakt) Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Kontakt zu testen.

Release (Freigeben) Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Kontakt aufzuheben.
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4.

Siehe Analysieren von Flachen, Linien und Punkten oder Partikel analysieren. Die Software fordert Sie auf, je nach
Bedarf das ATR-Kristallzubehor einzusetzen oder zu entfernen.

3.4.3 Sauberkeitsprifung des ATR-Kristalls

Sie kénnen in der OMNIC Paradigm-Software einen manuellen ,Clean Check” (Sauberkeitspriifung) zur Uberpriifung der
Sauberkeit eines ATR-Kristalls nach Abschluss eines Experiments durchfiihren. Es wird ein Vergleich zwischen einer
sauberen und einer kontaminierten Probe durchgefiihrt, der in Form von Peaks in den Spektren erfasst wird. Da es sich um
ein manuelles Verfahren handelt, sind fiir die ATR-Sauberkeitspriifung einige Schritte erforderlich, die normalerweise nicht
notwendig waren. Eine eierschalenweile Visitenkarte eignet sich als Probe fiir die Sauberkeitspriifung.

Bei diesem Verfahren wird ein Spektrum der Probe erfasst, dann der Druck aufgehoben (indem der Kristall von der Probe
abgehoben wird) und ein weiteres Spektrum gemessen. Wenn der Kristall Verunreinigungen von der Probe aufgenommen
hat, z. B. Ol oder Klebstoffreste, zeigt das Spektrum des Kristalls Restpeaks. In diesem Fall muss der Kristall gereinigt
werden.

¢ Durchfiihrung einer ATR-Sauberkeitspriifung

1.

Laden Sie Ihre Probe und stellen Sie lhre Parameter ein (Analyze using (Analysieren mit) sollte auf ATR eingestellt
werden).

Gehen Sie zu Microscope Setup (Mikroskop-Einrichtung) und wahlen Sie Camera View (Kameraansicht). Sie sehen
ein Live-Video lhrer Probe. (Starten Sie noch keine Sitzung.)

Wahlen Sie Change Objective (Objektiv wechseln) und stellen Sie das 15x-Objektiv ein.

Wahlen Sie unter View Tools (Werkzeuge anzeigen) das mittlere Symbol aus und wahlen Sie Show Crosshairs
(Fadenkreuz anzeigen), um lhr Ziel besser zu sehen.

Nehmen Sie ein Einzelbild-Mosaik auf.

Thermo Scientific Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop
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3. Vorgang

Abbildung 3-3: Einzelbild zum Mosaik hinzufligen

= D \
@) ~ '@ |

Camera View ATR Contact Change 6{]JEHI'.'E Capture Mosaic Live Spectrum

Dashboard = Microscope Setup X |

View Tools

-
4 x4 =
o~ Add single image to the mosaic bt

Show Crosshairs Place point
Movement Speed

Slow Medium Fast

6. SchlieRen Sie Camera View (Kameraansicht) und gehen Sie zu ATR Contact (ATR-Kontakt).

Hinweis An dieser Stelle erscheint eine Meldung, wenn das ATR-Kristallzubehor nicht eingesetzt ist. Setzen Sie in
diesem Fall das Zubehdr ein und wahlen Sie OK (die Option ist erst verfligbar, wenn das Zubehér eingesetzt ist).

Abbildung 3-4: Popup-Meldung fiir das ATR-Zubehor

ATR Insert

‘ The ATR is required for the next operation, please insert the

tool at the sample position.

7. Stellen Sie im Menl ATR Contact (ATR-Kontakt) den Zieldruck und den Freigabeabstand ein. Fiir die Prifung werden
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10.

11.

ein Zieldruck von 50 und ein Freigabeabstand von 3.500 Mikrometern vorgeschlagen, aber es kdnnen auch andere
Werte eingestellt werden. Ein hoher Freigabeabstand stellt sicher, dass sich der Kristall von der Probe 16st.

Abbildung 3-5: ATR-Kontaktmeni (Einstellung des Zieldrucks)

(@] R ﬁ -

Camera View ATR Contact Char:gelab,\ective Capture Mosaic Live Spectrul

50

Torget
pressure

-400

-500

Messen eines Hintergrundspekitrums. Verwenden Sie daflir das Werkzeug Background (Hintergrund) in der

unverankerten Symbolleiste. Bl Akzeptieren und messen Sie den Hintergrund wie gewohnt, indem Sie Accept

Background (Hintergrund akzeptieren) und Measure Background (Hintergrund messen) aus dem Seitenmenu
auswahlen.

Wenn die Hintergrundmessung abgeschlossen ist, wahlen Sie Contact (Kontakt) im Meni ATR Contact (ATR-
Kontakt) aus, um die Probe manuell in Kontakt mit dem ATR zu bringen. Dabei wird der Tisch nicht bewegt; der ATR-
Kristall sollte wéhrend der Erfassung des Hintergrunds nicht mit der Probe in Kontakt sein.

Wahlen Sie Measure Now (Jetzt messen), um das Spektrum zu messen.

Hinweis Die Funktion Measure Now (Jetzt messen) speichert lhre Daten unter ,Measurements“ (Messungen) im
Dashboard der OMNIC Paradigm-Software, wo Sie sie laden und tberpriifen kénnen.

Wabhlen Sie Release (Freigeben) im Meni ATR Contact (ATR-Kontakt), um den Kristall von der Probe abzuheben.
Wabhlen Sie anschlielend erneut Measure Now (Jetzt messen), um eine Messung flr den Kristall selbst zu erhalten.

Untersuchen Sie das Spektrum des freigegebenen Kristalls. Wenn Peaks vorhanden sind, deutet dies auf eine
Verunreinigung durch die Probe hin. Im Folgenden ist das Spektrum eines Olrests abgebildet. Wenn das Spektrum im
Wesentlichen flach ist, kdnnen Sie fortfahren. Andernfalls sollten Sie den Kristall reinigen, bevor Sie fortfahren.
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Abbildung 3-6: Probe mit Olrest

‘Saroe 4 - Resdual surface i

‘Sample 3 - Original with oil 9/18/2023 11:22 AM None
‘Sample 2 - Clean spectrum 9/18/2023 11:21 AM None
‘Sample 1 - Original 9/18/2023 11:20 AM None
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3.5 Rechtsseitige Emission

In Verbindung mit einem iS50-Spektrometer kann lhr Mikroskop flir den Betrieb mit rechtsseitiger Emission (RSE) mit
»Passport Synchro“ (Pass-Synchronisierung) konfiguriert werden, um Emitterproben zu analysieren.

VORSICHT

Vermeiden Sie eine Gefdhrdung der Augen. Von der Probe emittiertes Licht kann bis zum Okular gelangen.
Wenn |hre Probe geféhrliches Licht emittiert, treffen Sie bitte entsprechende Vorsichtsmalinahmen, um
sicherzustellen, dass niemand das Okular benutzt, wahrend die Probe emittiert.

Hinweis Mit dieser Methode wird die rechtsseitige Emission aus der Perspektive des Spektrometers im Gegensatz zum
Mikroskop gemessen.

Um rechtsseitige Emissionsmessungen zu ermdglichen, muss das RaptIR-Mikroskop auf der rechten Seite eines Nicolet
iIS50-Spektrometers angebracht werden, das mit der Option Passport Synchro (Pass-Synchronisierung) ausgestattet sein
muss. Die Daten werden mit dem Detektor im iS50 und nicht mit dem Detektor des Mikroskops erfasst. Bei diesem Aufbau
wird der Strahl vom Mikroskop ,riickwérts“ zum Spektrometer geleitet, wo er moduliert und detektiert wird.

¢ Analyse mittels rechtsseitiger Emission

1.

Offnen Sie die OMNIC Paradigm-Software und gehen Sie zu Connectivity > Nicolet iS50 (Konnektivitat > Nicolet
iS50), um eine Verbindung mit dem Spektrometer herzustellen. Gehen Sie dann zu Configure > Sample Location >
Main Compartment (Konfigurieren > Probenort > Hauptkammer).

Stellen Sie im Dashboard die Quelle auf Right collimated (Rechts kollimiert) ein. Dadurch werden die internen Spiegel
des Spektrometers so bewegt, dass der Strahl fiir die rechtsseitige Emission richtig verlauft.

Verwenden Sie den Joystick, um die Probe zu fokussieren und zu zentrieren. Wahlen Sie zum Wechseln des Objektivs
in der Symbolleiste die Option Camera View (Kameraansicht) und wahlen Sie das gewlinschte Objektiv in den
virtuellen Steuerelementen aus.

Messen Sie nun Ihre Daten nach Bedarf (siehe Analysieren von Proben).




3. Vorgang

3.6 Lokalisieren, Beleuchten und Maskieren der Probe

Zur manuellen Optimierung des Mosaikbildes und der IR-Daten verwenden Sie die Kameraansicht, um den
interessierenden Bereich zu bestimmen, die Probe zu fokussieren, die Beleuchtung anzupassen und die Apertur zu andern.

3.6.1 Bewegen des Tisches und Fokussieren der Probe

Der einfachste Weg zur Fokussierung der Probe besteht darin, dass in der Liste ,Mosaikerfassung® ein ungefahrer Zielort
ausgewahlt und dann die Option ,Autofokus vor der Erfassung® ausgewahlt wird. Bei Auswahl dieser Optionen wird der
Tisch beim Start der Sitzung automatisch in die richtige Position gebracht, die Probe wird fokussiert und es wird ein Mosaik
erfasst.

Wenn Sie an einen anderen Ort wechseln und eine neue Region fokussieren méchten, kdnnen Sie zum Bewegen des
Tisches und Fokussieren der Probe entweder die Software oder den optionalen Joystick verwenden.

Bewegen Sie den Tisch entweder iber die OMNIC Paradigm-Software oder mit dem optionalen Joystick. Versuchen Sie
niemals, den Tisch von Hand zu bewegen.

UBER DIE SOFTWARE

Offnen Sie in der Sitzungsansicht die Kameraansicht, um die Probe anzuzeigen.
¢ Um den Tisch horizontal zu bewegen, 6ffnen Sie die Kameraansicht und dann die Tischwerkzeuge.

Klicken Sie auf die Pfeile seitlich, oberhalb und unterhalb des Probenbilds, um den Tisch zu bewegen. Andern Sie die
Bewegungsgeschwindigkeit, um festzulegen, wie weit der Tisch bei jedem Klick bewegt werden soll.

Doppelklicken Sie auf das Live-Videobild, um den Tisch an dieser Position zu zentrieren.
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Abbildung 3-1: Tischwerkzeuge in der Kameraansicht

Shew Croschairs

Mevement Speed

Medivim Fast

¢ Um den Tisch nach oben und unten zu bewegen, 6ffnen Sie die Kameraansicht und dann die Fokuseinstellungen.
Klicken Sie auf die Links- und Rechts-Pfeile, um den Tisch nach oben oder unten zu bewegen.
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Abbildung 3-2: Kamerafokus

Microscope

Polarizer

Autofokus

Um die Probe automatisch zu fokussieren, klicken Sie auf ,Autofocus® (Autofokus). Die Software bewegt den Tisch nach
oben und unten, um den optimalen Fokus zu ermitteln. Autofokus funktioniert am besten in Bereichen mit einem hohen
visuellen Kontrast. Autofokus liefert bei einigen kontrastarmen Proben und Proben mit mehreren Brennebenen u. U.
suboptimale Ergebnisse.

Tipps zum Arbeiten mit Autofokus

¢ Passen Sie die Beleuchtung fiir eine optimale Anzeige an. Wenn die Beleuchtung zu stark oder zu schwach ist, ist der
Kontrast flir Autofokus u. U. unzureichend, um den korrekten Fokus zu bestimmen.

¢ Wenn Sie das 40x-Objektiv mit dem manuellen Fokussierring verwenden, vergewissern Sie sich, dass der
Fokussierring auf die Position 0 eingestellt ist. Ein falsch positionierter Fokussierring kann die automatische
Fokussierung beeintrachtigen.

MIT DEM JOYSTICK
Sie kdnnen den Tisch mit dem Joystick horizontal oder vertikal bewegen und mit dem Bedienelement fir die

Tischgeschwindigkeit festlegen, ob die Bewegung schnell oder vorsichtig erfolgen soll. Verwenden Sie die Kameraansicht
oder die optionalen Okulare, um die Position zu bewerten.
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¢ Um den Tisch horizontal zu bewegen, bewegen Sie den Joystick nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts.

¢ Um den Tisch nach oben zu bewegen, drehen Sie den Joystick im Uhrzeigersinn und um den Tisch nach unten zu
bewegen, drehen Sie den Joystick gegen den Uhrzeigersinn.

Verwenden Sie das Bedienelement fir die Bewegungsgeschwindigkeit, um die Bewegungsgeschwindigkeit zu andern.
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3.6.2 Beleuchten der Probe

Sie kdénnen die Lichtintensitat, die die Probe erreicht, entweder iber die Software oder mit dem optionalen Joystick steuern.
Verwenden Sie die Bedienelemente fir die Reflexions-Beleuchtung, um das Licht von oben auf die Probe zu richten, und
die Bedienelemente fiir die Transmissions-Beleuchtung, um das Licht von unten auf die Probe zu richten.

Uber die Software

Zur Steuerung der Beleuchtung Uber die Software 6ffnen Sie die Kameraansicht. Wahlen Sie entweder Transmission oder
Reflection (Reflexion) und stellen Sie mit dem Schieberegler die gewlinschte Lichteinstellung ein. Sie kbnnen auch einen
genauen Wert eingeben.

Abbildung 3-1: Kameraansicht (Beleuchtung)

Microscope

oy

Polarizer

« K. > » Autofocus

O Transmission 12 [OF =T

Autoilluminate

Automatisch beleuchten

Klicken Sie auf ,Automatisch beleuchten®, um die Probenbeleuchtung automatisch liber die Software zu steuern.

Mit dem optionalen Joystick

Der optionale Joystick verfligt iber zwei Bedienelemente zur Einstellung der Transmissions- und Reflexions-Beleuchtung.
Verwenden Sie die Kameraansicht oder den optionalen Objektivrevolver, um die Probenbeleuchtung visuell darzustellen.
Drehen Sie die Knépfe, um die Beleuchtung einzustellen.
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3.6.3 Einstellen der Apertur

Die einstellbare Apertur definiert den Bereich, in dem der IR-Strahl mit der Probe interagiert. Dadurch wird sichergestellt,
dass die IR-Energie nur auf den interessierenden Bereich und nicht auf das angrenzende Probenmaterial trifft und dass die
geringe Menge an gebeugter Strahlung, die die Rander des interessierenden Bereichs Uberschreitet, nicht in den Detektor
gelangt.

Bei der Partikelanalyse ermittelt die Software eine Reihe idealer Aperturen fiir alle Partikel und verwendet diese dann bei
der Probenmessung.

Stellen Sie die Apertur manuell im Bereich der erweiterten Einstellungen des Dashboards oder in der Kameraansicht ein.

¢ So stellen Sie GréRe, Form und Drehung der Apertur ein
1. Offnen Sie die Kameraansicht und legen Sie die Apertureinstellungen fest.

Abbildung 3-1: Kameraansicht (Apertureinstellungen)

Microscope

o

Polarizer

) Aperture width

) Aperture rotation (@

2. Verwenden Sie die Schieberegler oder geben Sie einen genauen Wert ein, um die Hohe, Breite und Drehung der
Apertur einzustellen.

Hinweis Um die Apertur visuell darzustellen, stellen Sie die Beleuchtung so ein, dass das helle blaue Rechteck des
Lichts, das durch die Apertur fallt, zu sehen ist.
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3.7 Uberpriifen der Mikroskopleistung

Stellen Sie sicher, dass das Mikroskop einwandfrei funktioniert, indem Sie die Arbeitsablaufe zur Leistungsprifung
ausfiihren und den Systemstatus tberprifen.

3.7.1 Arbeitsablaufe zur Leistungsprifung und Qualifizierung

Uberpriifen Sie die Leistung des Mikroskops, indem Sie die Arbeitsabléufe zur Qualifizierung oder Leistungspriifung
ausfiihren. In diesen Arbeitsablaufen wird eine festgelegte Standardprobe verwendet, um die Leistung des Gerats zu
Uberprifen. Jeder Test beruht auf unterschiedlichen regulatorischen Standards.

In den Arbeitsablaufen zur Leistungspriifung und Qualifizierung wird die Polystyrol-Standardplatte verwendet, um die
Leistung des Mikroskops zu Uberprufen.

Tabelle 3-1: Beschreibung der Arbeitsablaufe zur Qualifizierung und Leistungspriifung

Priifung Beschreibung
Nicolet RaptIR - Factory Qualification Es werden die vom Hersteller empfohlenen Prifungen und alle
(Werksqualifizierung) Qualifizierungsprifungen durchgefiihrt.

Nicolet RaptIR - Factory ATR
Qualification (Werks-ATR-
Qualifizierung)

Es werden die vom Hersteller empfohlenen Prifungen und alle
Qualifizierungsprifungen mit dem ATR-Zubehér durchgefihrt.

Es wird die allgemeine Leistung des RaptIR auf der Grundlage der vom Hersteller

Nicolet RaptIR - PV Test (PV-Test
! P ( ) empfohlenen Prifungen gemessen.

Nicolet RaptIR - PV ATR Test Es wird die allgemeine Leistung des RaptIR auf der Grundlage der vom Hersteller
(PV ATR-Test) empfohlenen Prifungen unter Verwendung von ATR gemessen.

Nicolet RaptIR - PHEUR Qualification Fir den RaptIR werden die Qualifizierungspriifungen gemaf Definition im
(PHEUR-Qualifizierung) Europaischen Arzneibuch durchgefihrt.

Nicolet RaptIR - PHEUR ATR
Qualification (PHEUR ATR-
Qualifizierung)

Fir den RaptIR werden die Qualifizierungspriifungen unter Verwendung des ATR-
Zubehors gemaf Definition im Europaischen Arzneibuch durchgefihrt.

Nicolet RaptIR - USP Qualification Fir den RaptIR werden die Qualifizierungspriifungen gemaf Definition in der United
(USP-Qualifizierung) States Pharmacopeia durchgefiihrt.

Nicolet RaptIR - JP Qualification Fir den RaptIR werden die Qualifizierungspriifungen gemaf Definition im
(JP-Qualifizierung) Japanischen Arzneibuch durchgefihrt.

Nicolet RaptIR - CP Qualification Fir den RaptIR werden die Qualifizierungspriifungen gemaf Definition im
(CP-Qualifizierung) Chinesischen Arzneibuch durchgefiihrt.
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¢ So filhren Sie einen Arbeitsablauf zur Qualifizierung oder Leistungspriifung durch
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsablauf und wahlen Sie Run (Ausfiihren).
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss des Arbeitsablaufs werden die Endberichte zum Bereich ,Berichte“ des Dashboards hinzugefligt und
kénnen gedruckt werden.

3.7.2 Systemstatus

Das Systemstatus-Symbol zeigt Informationen Uber das Gerat und die Softwaredienste an.

» Micolet iS50 RaptiR

Tabelle 3-2: Systemstatus-Symbole

Symbol bei instal- .
Symbol . ) . Beschreibung
lierter Security Suite

Das System ist verbunden und alle Dienste laufen einwandfrei. Das System ist zur
o w Messung und Speicherung von Daten bereit. Klicken Sie auf das Systemstatus-
Symbol, um detaillierte Informationen zum System anzuzeigen.

Ein gelbes Symbol bedeutet, dass ein Problem mit dem Geréat vorliegt, z. B.:

« Der Detektor ist zu heil3.
o Das Gerat misst nicht.

o Das Gerat ist nicht verbunden.

Klicken Sie auf das Systemstatus-Symbol, um detaillierte Informationen zum
Problem anzuzeigen. Flhren Sie aul’erdem eine Sichtpriifung des Gerats und der
Anschllsse durch.

Es liegt ein Problem mit einem oder mehreren Softwarediensten vor. Klicken Sie

Q w fur weitere Informationen auf das Systemstatus-Symbol. Wenn der Dienst nach
einige Minuten nicht automatisch startet, fiihren Sie einen Neustart des

Computers durch.

Wenn die Fehler mit dem Systemstatus bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
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3.8 Verwenden des Polarisators

Mikroskope mit der Polarisationsoption enthalten separate Polarisatoren fiir sichtbares und fiir infrarotes Licht.

Das Mikroskop enthalt fur jede Lichtquelle zwei Polarisationsfilter, die als ,Polarisator” und ,Analyzer” bezeichnet werden.
* Polarisator: Befindet sich zwischen Lichtquelle und Probe
e Analyzer: Befindet sich zwischen Probe und Kamera oder Okular und Detektor

Bei Verwendung des Polarisators kdnnen Sie entweder nur den Polarisator fiir in der Ebene polarisiertes Licht oder den
Polarisator und den Analyzer flr kreuzpolarisiertes Licht einsetzen. Der Polarisator und der Analyzer kdnnen gemeinsam
oder unabhangig voneinander gedreht werden.

3.8.1 Verwenden von Polarisator und Analyzer

Zur Verwendung des Polarisators zeigen Sie zunachst die Probe in der Kameraansicht an. Hier kénnen Sie den Polarisator
fur sichtbares Licht verwenden und eine Vorschau lhrer Polarisatoreinstellungen fur Spektraldaten anzeigen. Der
Polarisator kann nicht fur die Partikelanalyse oder die Messung von Linien verwendet werden. Er kann zum Messen von
Flachen und Punkten verwendet werden.

¢ So verwenden Sie den Polarisator und Analyzer in der Kameraansicht

1. Wahlen Sie im Dashboard die Option Enable Polarizer acquisition (Polarisatorerfassung aktivieren).

Wenn diese Option ausgewahlt ist, werden die Regionen mit dem Polarisator gemessen. Wenn Sie keine
Einstellungen &ndern, werden die Standardeinstellungen des Polarisators und Analyzers verwendet. Sie kénnen lhre
Meinung wahrend der Sitzung andern und den Polarisator vor der Erfassung von Daten aktivieren oder deaktivieren.

2. Beginnen Sie lhre Mikroskopiesitzung wie gewohnt.

3. Offnen Sie in der Ansicht der Mikroskopieeinstellungen die Kameraansicht und gehen Sie zur Registerkarte
,Polarisator”.
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Abbildung 3-1: Die Registerkarte ,Polarizer (Polarisator) in der Kameraansicht

View Tools
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Link dials Link dials
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Analyzer Analyzer
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. No Analyzer . No Analyzer

4. Wahlen Sie Visual (Sichtbar), um den Polarisator fiir sichtbares Licht zu verwenden. Wéahlen Sie Spectral/IR
(Spektral/IR), um den IR-Polarisator zu verwenden.

¢ Passen Sie die Einstellungen des Polarisators fiir sichtbares Licht an, wéhrend Sie das Probenbild in der
Kameraansicht betrachten.

¢ Um die Einstellungen des IR-Polarisators in einer Vorschau anzuzeigen, aktivieren Sie die Live-Spektrenansicht und
zeigen das Spektrum an.

Uberpriifen von polarisierten Bildern und IR-Daten in der Kameraansicht

Tabelle 1. Polarisatoreinstellungen in der Kameraansicht

Einstellung Beschreibung
Visual (Sichtbar) Wahlen Sie diese Option, um den Polarisator fiir sichtbares Licht zu aktivieren.
Spectral/IR

(Spektral/IR) Wahlen Sie diese Option, um den IR-Polarisator zu aktivieren.

Link dials (Skalen Bei Aktivierung drehen sich Polarisator und Analyzer mit derselben Geschwindigkeit. Eine Anderung
verkniipfen) des Winkels fiir einen fiihrt auch zu einer Anderung des Winkels des anderen.

Polarizer angle

, ) Stellen Sie den Winkel des Polarisators ein.
(Polarisatorwinkel)

Analyzer angle

Dient zur Festlegung des Winkels des Analyzers.
(Analyzerwinkel) gung y

No analyzer (Kein Bei Auswahl dieser Option wird der Analyzer aus dem Strahlengang entfernt und es wird nur der
Analyzer) Polarisator verwendet.




3. Vorgang

3.8.2 Erfassen von IR-Daten mit dem Polarisator

Bei der Messung Ihrer Probe mit aktiviertem Polarisator gibt es zwei Méglichkeiten der Messung:

¢ Messen der gesamten Region mit dem Polarisator (und optional mit dem Analyzer) unter Verwendung eines einzelnen
festen Winkels.

¢ Automatisches Drehen des Analyzers wahrend der Messung und Erfassen von Daten in einem bestimmten Intervall,
z. B. alle 5 Grad der Drehung

Abbildung 3-2: Optionen der Polarisator-Einrichtung

. Enable Polarizer acquisition

Starting position Ending position

Polarizer 0 Analyzer 90 Analyzer 90

B o Analyzer Degrees/step 10 #ofsteps 10

¢ So erfassen Sie Daten mit dem Polarisator und dem Analyzer

1. Klicken Sie auf der Symbolleiste in der Ansicht der Mikroskopieeinstellungen auf ,Polarisator-Einrichtung®, um die
Polarisatoreinstellungen anzuzeigen.

2. Wabhlen Sie Enable Polarizer acquisition (Polarisatorerfassung aktivieren).
3. Uberpriifen und bearbeiten Sie die Polarisatoreinstellungen.

¢« Um einen einzelnen, festen Winkel zu verwenden, stellen Sie die Anzahl der Schritte auf 1 ein. Es wird nur die
Startposition des Analyzers verwendet.

¢ Fur eine schrittweise Erfassung gehen Sie wie folgt vor:
a. Stellen Sie den Winkel des Polarisators ein.
b. Stellen Sie den Anfangs- und den Endwinkel des Analyzers ein.

c. Stellen Sie entweder # of steps (Anz. Schritte) oder Degrees/step (Grad/Schritt) ein. Die andere Einstellung
wird automatisch aktualisiert.

4. Legen Sie eine oder mehrere Regionen fest und messen Sie die Probe wie gewohnt.

Der Hintergrundpunkt wird automatisch bei jedem Analyzer-Winkel gemessen, um eine Ubereinstimmung mit der Probe zu
erzielen. Wahrend der Messung der Probe wird jede Region in jedem angegebenen Winkel gemessen.
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Abbildung 3-3: Einstellungen fir die Polarisatorerfassung

Einstellung Beschreibung
Enable Polarizer acquisition Wahlen Sie diese Option, um wahrend der Datenerfassung den Polarisator (und optional
(Polarisatorerfassung aktivieren) den Analyzer) zu verwenden.

Polarizer (Polarisator): Fester Winkel des Polarisators.

Starting position (Startposttion) Analyzer: Anfangswinkel des Analyzers. Wenn die Anzahl der Schritte auf 1 eingestellt ist,

ist dies der einzige verwendete Winkel.

Wahlen Sie diese Option, um den Analyzer aus dem Strahlengang zu entfernen und nur

No analyzer (Kein Analyzer) den Polarisator zu verwenden

Analyzer: Der Endwinkel des Analyzers.

Degrees/step (Grad/Schritt): Geben Sie entweder die Gradzahl pro Schritt oder die
Ending position (Endposition) Anzahl Schritte ein. Der andere Wert wird automatisch berechnet.

# of steps (Anz. Schritte): Geben Sie entweder die Gradzahl pro Schritt oder die Anzahl
Schritte ein. Der andere Wert wird automatisch berechnet.

3.8.3 Untersuchen der polarisierten Daten
Nach der Erfassung von Daten mit dem Polarisator werden die Ergebnisse auf der Registerkarte ,Analysis“ (Analyse)

angezeigt. Bei der Anzeige von Daten, die mit einem Polarisator erfasst wurden, kdnnen Sie mithilfe des Winkel-
Schiebereglers das Profilbild jedes Winkels anzeigen, der bei der Erfassung verwendet wurde.
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3.9 Messung von Einzelpunktdaten

Hinweis Die Messung von Einzelpunktdaten ist fir den ATR-Modus in Version 2.3 oder alter der OMNIC Paradigm-
Software nicht verfligbar.

Sie kdnnen die Schaltflache ,Measure Now" (Jetzt messen) in der OMNIC Paradigm-Software verwenden, um Daten an
dem aktuell angezeigten Punkt in der Live-Kameraansicht zu messen. Die neue Messung wird dann automatisch der
Messungsliste in Ihrem Dashboard hinzugefgt.

Zum Messen von Einzelpunktdaten brauchen Sie die Schaltflache ,Start Session” (Sitzung starten) nicht zu verwenden.
Richten Sie stattdessen lhre Sitzung wie Ublich ein und gehen Sie zur Registerkarte ,Microscope Setup” (Mikroskop-
Einrichtung).

< So messen Sie Einzelpunktdaten

1. Wahlen Sie Camera View (Kameraansicht) und zentrieren Sie Ihre Probe, entweder mit dem Joystick oder Okular
oder mithilfe eines zuvor erfassten Mosaiks.

2. Wabhlen Sie das Einzelbild-Symbol im Meni View Tools (Werkzeuge anzeigen) aus, um ein Einzelbild-Mosaik mit
einem 4x-Objektiv zu erfassen.

Abbildung 3-1: Einzelbild-Symbol.

View Tools

‘;‘ e |

v v

O 3|0

3. Wahlen Sie Change Objective (Objektiv wechseln), um zum 15x-Objektiv zu wechseln.

Abbildung 3-2: Change Objective (Objektiv wechseln) (15x)

@ . ﬁ‘ A

Camera View Change Objective Capture Mosaic Live Spectrum

N8
REcey

4. Wahlen Sie die Schaltflache Background (Hintergrund). B

Bei der Einzelpunktmessung erfasst die Software den in einem Fadenkreuz zentrierten Hintergrundpunkt.
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Abbildung 3-3: Einzelpunkt-Hintergrund

Demo Single Point

100 2000 3000 4000 S000 6000

Sie kdnnen die Kamera frei bewegen und auf den Bildschirm klicken, um den gewlinschten Hintergrundpunkt zu
platzieren oder neu zu positionieren.

Wenn Sie fertig sind, wahlen Sie Accept Background (Hintergrund akzeptieren).

Abbildung 3-4: Schaltflache ,Accept Background® (Hintergrund akzeptieren)

Background | Sample

Place a background point to preview the
background

Accept Background

5. Wabhlen Sie Measure Background (Hintergrund messen) und warten Sie, bis der Vorgang beendet ist.

6. Verschieben Sie die Kameraansicht auf Ihre Probe zurlick. Sie kdnnen dafiir die Pfeile in der Kameraansicht
verwenden.

7. Wabhlen Sie Measure Now (Jetzt messen), um lhre Probendaten zu messen.
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Abbildung 3-5: Schaltflache ,Measure Now" (Jetzt messen)
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Hinweis

Bekannte Probleme in OMNIC Paradigm v2.3:

- Die Software zeigt alle Ergebnisse fiir jeden Scan als Block von 10 Ergebnissen an. Das als ,Complete”

(Abgeschlossen) gekennzeichnete Ergebnis ist das Richtige.
- Die Daten werden weder unter der Messung und nicht unter der Sitzung gespeichert. Beim Versuch, dieselbe

Sitzung erneut zu 6ffnen, findet man daher keine Daten. Die Daten miissen direkt aufgerufen werden.
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3.10 Verwendung des Streiflicht-Objektivs (optional)

Das Streiflicht-Objektiv (Grazing Angle Objective, GAO) ist eine optionale, werkseitige installierte Erweiterung des RaptIR+-
Mikroskops, die die Analyse von ultradiinnen Folienproben auf reflektierenden Oberflachen ermdglicht. Das GAO wird
ahnlich wie andere IR-Objektive verwendet, es gibt jedoch aufgrund des speziellen Designs einige Besonderheiten.

HINWEIS

Aufgrund der geringeren Fokustiefe miissen Sie die Probe bei Verwendung des GAO immer manuell in den Fokus bringen, das heif3t
Sie dirfen die Funktion Autofocus (Autofokus) nicht verwenden.

HINWEIS

Das Streiflicht-Objektiv ist sehr kompakt, sodass der Spiegelkopf nédher an der Probe als ublich sein muss. Dieser Platzmangel ist
korrekt und erwartungsgemaf, bringt jedoch das Risiko mit sich, dass die Probe beim Bewegen des Tisches zerkratzt wird. Achten Sie
darauf, mit dem Objektiv wahrend der Messung nicht gegen die Probe zu stol3en.

HINWEIS

Bei der Arbeit mit dem GAO brauchen Sie keine externe Lichtquelle zu verwenden. Das zusatzliche Licht ist nicht erforderlich und das
Kabel kdnnte sich wahrend der Drehung im Objektiv verfangen.

4 Erfassen von Daten mit dem GAO
HINWEIS

Das Streiflicht-Objektiv verhindert das Einsetzen der ATR-Objekttréger-Erweiterung. Um es zusammen mit dem ATR-Objekttrager zu
verwenden, schrauben Sie das GAO-Objektiv ab und stellen Sie dabei sicher, den oberen Ausrichtungsring der GAO-Einheit nicht
abzuschrauben, da dieser flir den ordnungsgemafien Betrieb des GAO ausgerichtet wurde. Um das GAO erneut zu verwenden,
schrauben Sie es einfach wieder auf.

1. Laden einer Probe. Stellen Sie im Dashboard Analyze using (Analysieren mit) auf Reflection (Reflexion) ein.

Das GAO funktioniert am besten mit ultradiinnen Beschichtungen auf reflektierenden Oberflachen, wie z. B. einem
Goldspiegel.

2. Vorbereiten der Messeinstellungen.

Bevor Sie Start Session (Sitzung starten) auswahlen oder zur Mikroskopansicht wechseln, starten Sie die Sitzung wie
gewohnt, ibergehen Sie jedoch den Autofokus an allen Punkten und fokussieren Sie manuell. Verwenden Sie beim
Betrieb mit dem GAO nie den Autofokus.

3. Erfassen eines Mosaiks.

Starten Sie Ihre Sitzung wie gewohnt. Erfassen Sie ein 4x-Mosaik und dann bei Bedarf ein 15x-Mosaik.

4. Wahlen Sie in der Symbolleiste Change Objective (Objektiv wechseln), um zum Streiflicht-Objektiv zu wechseln.
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5. Andern Sie den GAO-Fokus. Fiithren Sie in der Software oder mit dem optionalen Joystick feine Bewegungen aus, um
die Tischhohe einzustellen.

« Offnen Sie die Camera View (Kameraansicht) und wahlen Sie unter ,View Tools* (Werkzeuge anzeigen) die
Registerkarte ,Live Spectra“ (Live-Spektren) aus.

Abbildung 3-1: Live-Spektren in der Kameraansicht

¢ Bestimmen Sie anhand des IR-Signals, wann die Probe im Fokus ist.

6. Messen eines Hintergrundspektrums.

7. Analysieren von Flachen, Linien und Punkten.

Messen Sie Ihre Probe wie gewohnt.

HINWEIS

Achten Sie darauf, mit dem Objektiv wahrend der Messung nicht gegen die Probe zu stoRen. Das Messen von groRen Flachen
oder besonders weit entfernten Punkten erhoht dieses Risiko.

Wenn Sie eine Sitzung beenden, wechselt das Objektiv automatisch zum 4x-Objektiv. Um wahrend der Drehung das

Risiko einer Kollision zwischen dem Objektiv und der Probe zu vermeiden, fahren Sie den Tisch nach unten, bevor Sie
die Sitzung beenden.
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3.11 Differenzial-Interferenzkontrast (optional)

Ihr Mikroskop kann mit Funktionalitaten fiir den Differenzial-Interferenzkontrast (DIC) konfiguriert werden.

DIC ist eine optische Technik, die Wollaston-Prismen und gekreuzte Polarisatoren verwendet, um den Kontrast und die
Sichtbarkeit in ansonsten transparenten Proben zu verbessern, wie z. B. Schichtlaminate, ungefarbte biologische Proben

oder bestimmte Polymere.

Die DIC-Technik kann nur verwendet werden, wenn |hr Mikroskop von Thermo Fisher Scientific speziell fir diese
Funktionalitat konfiguriert wurde. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns.

Hinweis Die DIC-Technik kann nur im Transmissionsmodus verwendet werden. Zudem funktioniert die DIC-Optik

nur mit dem 15x-IR-sichtbaren Objektiv und Kondensator.

¢ So wenden Sie die DIC-Technik an

1.

3.

Beleuchten Sie eine Probe und bringen Sie sie in den Fokus, und erfassen Sie dann ein 15x-Mosaik. Weitere

Informationen siehe Abschnitte Bewegen des Tisches und Fokussieren der Probe und Erfassen eines Mosaiks. Wenn

das Reflexions- und das Kondensatorbild ordnungsgemaf fokussiert sind, zeigt die Ansicht ein helles Licht.

Hinweis Sie kdnnen die manuelle Blende rechts unten am Mikroskop verwenden; wenn der Kondensator
ordnungsgemal fokussiert ist, erscheinen die Rénder der Blende scharf.

Wahlen Sie die Funktion ,Polarizer” (Polarisator) auf der rechten Seite des Kameraansichtsmentis. Schalten Sie den

visuellen Polarisator ein und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkdstchen No Analyzer (Kein Analyzer) unten
deaktiviert ist (Sie brauchen den Analyzer). Stellen Sie den Polarisator auf 90° und den Analyzer auf 180° ein.

Die Kameraansicht sollte dunkel werden, was angibt, dass die Polarisatoren in einem 90°-Winkel gekreuzt wurden.
Achten Sie darauf, das Kontrollkastchen Link dials (Skalen verkniipfen) zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die

Skalen verknlipft bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Polarisators.

Abbildung 3-1: DIC-Einstellungen fur den Polarisator in der Kameraansicht

Visual - Spectral/IR
Link dials Link dials

Polarizer Polarizer

<« 0 p <« 0 p
Analyzer Analyzer
AR 4« p

. No Analyzer No Analyzer

Platzieren Sie das erste Wollaston-Prisma vorsichtig im unteren Steckplatz an der Basis lhres Gerats.

Moglicherweise miissen Sie fest driicken, um das Prisma einzusetzen. Es sollte fest sitzen und sich ganz
hineinschieben lassen, bis Sie einen Widerstand splren.
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3. Vorgang

Abbildung 3-2: Wollaston-Prisma in Steckplatz an der Basis einsetzen

T e

4. Losen Sie die Réndelschraube des Objektivrevolvers des Mikroskops. Dadurch kann das zweite Wollaston-Prisma
hinter die Einkerbungen geschoben werden. Schieben Sie das Prisma bis zum Anschlag in den Objektivrevolver
(Einkerbungsseite nach oben), und fixieren Sie dann das Prisma, indem Sie die Randelschraube vorsichtig drehen.

Abbildung 3-3: Wollaston-Prisma in Steckplatz des Objektivrevolvers einsetzen

5. Durch das Einsetzen der DIC-Optik in das Mikroskop wird das Probenbild verdunkelt. Um dies zu beheben, verstarken
Sie die Beleuchtung in der Software (es wird empfohlen, den Wert auf bis zu 5 zu erhéhen).

6. Drehen Sie die Wollaston-Prismen und handhaben Sie das Probenbild mit den Fingern. Dies flihrt zu sichtbaren
Farbveranderungen, die fiir eine hohere Sichtbarkeit Ihrer Probe mit einem dreidimensionalen Effekt sorgen. Sie
kénnen auch Mosaike oder Einzelbild-Aufnahmen des resultierenden Bildes erfassen.

Abbildung 3-4: Drehung der Wollaston-Prismen
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3.12 Fluoreszenzlichtquelle (optional)

Ihr Mikroskop ist mit einer Fluoreszenzlichtquelle kompatibel, die dazu vorgesehen ist, interessierende Bereiche einer
fluoreszierenden Probe zu lokalisieren und zu beleuchten.

Hinweis Die Fluoreszenzlichtquelle wird verwendet, um interessierende Punkte in einer Probe zu lokalisieren. Sie wird
nicht zur Erfassung oder Messung von Daten verwendet.

Die Fluoreszenzlichtquelle kann von einem Thermo Fisher Vertreter installiert werden. Um weitere Informationen zu
erhalten, kontaktieren Sie uns.

Abbildung 3-1: RaptIR-Fluoreszenzlichtquelle

Drehbefestigung: Wird verwendet, um bei Bedarf zwischen verschiedenen Beleuchtungsfrequenzen

A umzuschalten.

B Blende: Ein- oder ausschalten, um das Licht zu blockieren oder hindurchzulassen.

C Optik und Aperturen: Kann ebenfalls verwendet werden, um den Lichtfluss zu beeinflussen.
D Lichtquellenlampe: Befindet sich nahe der Riickseite des Gerats.

< Zur Beleuchtung lhrer Probe mit der Fluoreszenzbeleuchtung
1. Zentrieren Sie Ihre Probe mithilfe der Mikroskopansicht der OMNIC Paradigm-Software.

Beginnen Sie mit einem 4x-Objektiv bei mittlerer Joystick-Geschwindigkeit flir eine weitere Ansicht des Bereichs.
Dadurch kénnen Sie die fluoreszierenden Bereiche der Probe leichter finden.
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Abbildung 3-2: Zentrierte Probe (geféarbte fluoreszierende Polystyrol-Beads) mit 4x-Objektiv und blauer Anregung. Ein

Bead fluoresziert.

View Tools

Fag ¥
“‘I‘/

2. Nachdem Sie Ihr Ziel zentriert haben, wahlen Sie Change Objective (Objektiv wechseln), um zum 15x-Objektiv zu
wechseln. Sie sehen dann ein deutlich helleres Bild Ihrer Probe und interessierenden Punkte.

Abbildung 3-3: Option ,Change Objective” (Objektiv wechseln) fiir 15x-Objektiv

@ s .

ot

Camera View Change Objective Capture Mosaic Live Spectrum

3. Fokussieren Sie wie erforderlich auf die Probe. Weitere Informationen finden Sie unter Bewegen des Tisches und
Fokussieren der Probe.
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Abbildung 3-4: Zentrierte Probe (gefarbte fluoreszierende Polystyrol-Beads) mit 15x-Objektiv.
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View Tools

Das Bead in dem Beispiel ist jetzt deutlich heller. Die Fluoreszenzbeleuchtung wurde nicht verandert. Ein zweites in
der Nahe befindliches Bead ist jetzt ebenfalls sichtbar.

4. Schlie®en Sie die Blende (um die Fluoreszenz abzuschalten), wenn Sie bereit sind, Daten zu messen. Sie kénnen jetzt
bei Bedarf die normale Lichtquelle des Mikroskops verwenden.
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Abbildung 3-5: Gefarbte fluoreszierende Polystyrol-Beads mit 15x-Objektiv (Blende geschlossen)
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3. Vorgang

3.13 Verwendung des Linkam-Tisches im Transmissionsmodus

Ihr Mikroskop unterstiitzt die Verwendung eines Linkam-Tisches, mit dem Sie Proben in einer Klimakammer analysieren
koénnen. Bei dieser Konfiguration wird der Standardtisch entfernt und der Linkam-Tisch unmittelbar auf der
Schwalbenschwanzhalterung installiert.

HINWEIS

Warten Sie nach dem Einschalten des Mikroskops drei bis flinf Minuten, bis der LVDT initialisiert ist, bevor Sie mit der Untersuchung
beginnen.

Hinweis Es handelt sich um eine feste Konfiguration, die keine x-y-Bewegung des Linkam-Tisches erlaubt.

3.13.1 Einsetzen und Entfernen des Linkam-Tisches

Die Linkam-Tischkonfiguration wird von einem Thermo Fisher Vertreter installiert und montiert. Sie haben jedoch die
Méoglichkeit, den Tisch zu entfernen und bei Bedarf wieder einzusetzen, um verschiedene Tische verwenden zu kénnen.
Fir Fragen, die in der vorliegenden Anleitung nicht beantwortet werden, stehen wir jederzeit gerne zur Verfiigung.

< Einsetzen des Linkam-Tisches

1. Entfernen Sie den Standardtisch, sofern dieser montiert ist. (Siehe Einsetzen und Entfernen des Standardtisches.)

2. Vergewissern Sie sich, dass der Linkam-Tisch flach auf der Schwalbenschwanzhalterung sitzt, und richten Sie die
Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Tisches an den Lochern in der Halterung aus. Driicken Sie anschlieRend nach
unten. Wenn der Tisch richtig ausgerichtet ist, rastet er mit minimaler Kraft ein.

3. Ziehen Sie den vorderen Drehknopf mit der Hand fingerfest an, um den Tisch zu sichern.

Abbildung 3-1: Vorderer Drehknopf

4. Konfigurieren Sie den Linkam-Tisch. Gehen Sie zu Configure > Instrument > Microscope (Konfigurieren > Instrument
> Microskop) und wahlen sie RaptIR with Manual Stage (RaptIR mit manuellem Tisch). Starten Sie die OMNIC
Paradigm-Software neu.
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Abbildung 3-2: Mikroskop-Optionen der OMNIC Paradigm-Software

NIC Paradigm
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Sample Location
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Camera profile Auto v
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Enable Polarizer acquisition

Abbildung 3-3: Mikroskop-Konfiguration - Option fiir manuelle Tische

Configure Microscopes x
() None
() iNs

' () RaptR

@ RaptiR with Manual Stage

< Entfernen des Linkam-Tisches

1. Stellen Sie im Dashboard der OMNIC Paradigm-Software die Option Analyze using (Analysieren mit) auf Reflection
(Reflexion) oder ATR. Dadurch wird der Kondensor abgesenkt, damit Sie den erforderlichen Platz gewinnen, um den
Tisch zu entfernen.

Abbildung 3-4: Kondensor oben
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Abbildung 3-5: Kondensor unten

2. Lésen Sie den vorderen Drehknopf mit der Hand (gegen den Uhrzeigersinn).

Abbildung 3-6: Vorderer Drehknopf

3. Entfernen Sie den Linkam-Tisch. Wenn dieser ausreichend gelockert ist, sollte er mit einem deutlichen Gerausch aus
seiner Position springen. Wenn Sie den Tisch nicht entfernen kénnen, drehen Sie den Knopf noch etwas weiter heraus.

Abbildung 3-7: Abnehmen des Linkam-Tisches

Um den Linkam-Tisch bei Nichtgebrauch optimal zu schiitzen, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort in der
Originalverpackung auf, sofern vorhanden. Der schwarze Montagering kann am Tisch verbleiben.

3.13.2 Einsetzen und Entfernen des Standardtisches

Bei Bedarf kann der Standardtisch des RaptIR+ wieder eingesetzt werden, wenn Sie den Linkam-Tisch nicht benétigen.
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¢ Einsetzen des Standardtisches

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Seitenabdeckung Ihres Mikroskops zu 6ffnen.

Abbildung 3-8: Entfernen der Seitenabdeckung

2. SchlieRen Sie bei entfernter Abdeckung die Kabel des Standardtisches an. Die Kabel und Steckverbinder sind mit
Stecker und Buchse versehen, so dass sie nicht verkehrt herum angeschlossen werden kénnen. Ziehen Sie die
Kabelstellschrauben nach dem AnschlieRen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher fest. Nicht zu fest anziehen.

3. Richten Sie den Standardtisch auf der Schwalbenschwanzhalterung aus. (Stellen Sie sicher, dass der vordere
Drehknopf ausreichend geldst ist.) Driicken Sie den Tisch anschlieRend nach unten. Er wird in der Position einrasten.

4. Sichern Sie den Tisch, indem Sie den vorderen Drehknopf handfest anziehen.
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Um den Standardtisch zu konfigurieren, gehen Sie zu Configure > Instrument > Microscope (Konfigurieren >
Instrument > Mikroskop) und wéhlen Sie RaptIR.

Schlielen Sie die OMNIC Paradigm-Software und starten Sie sie neu.

Abbildung 3-9: Mikroskop-Optionen der OMNIC Paradigm-Software

Z OMNIC Paradigm
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Abbildung 3-10: Mikroskop-Konfiguration - Option flir RaptIR

Configure Microscopes b
() None
) iNs

| @ raipir

) RaptIR with Manual Stage
=

Wenn der Tisch ordnungsgemal installiert und konfiguriert ist, fragt die Software, ob Sie den Tisch initialisieren
mochten. Wahlen Sie OK, um den normalen Betrieb fortzusetzen.

Um den Tisch zu entfernen, filhren Sie die oben genannten Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge aus oder lesen

Sie den folgenden Abschnitt.

Entfernen des Standardtisches
Ldsen Sie die Stellschrauben an den Anschlusskabeln.
Trennen Sie die Verbindungskabel.

Lésen Sie den vorderen Drehknopf des Standardtisches.

Entfernen Sie den Standardtisch, indem Sie ihn nach oben und aus seiner Position ziehen. Wenn Sie den Tisch nicht

entfernen kénnen, drehen Sie den Knopf noch etwas weiter heraus.

Nicolet™ RaptIR+™ FTIR-Mikroskop

78



3. Vorgang

3.13.3 Verwendung des Linkam-Tisches

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Messung im Transmissionsmodus mit dem Linkam-Tisch und der
OMNIC Paradigm-Software einrichten.

1. Stellen Sie sicher, dass der Tisch konfiguriert ist. Ist dies nicht der Fall, gehen Sie zu Configure > Instrument >
Microscope (Konfigurieren > Instrument > Microskop) und wahlen sie RaptIR with Manual Stage (RaptIR mit
manuellem Tisch).

Abbildung 3-11: Meldung zur Konfiguration der Mikroskope

Configure Microscopes X
None
() iNs
RaptIR

. RaptIR with Manual Stage

2. Verwenden Sie den Drehknopf, um den Probenhalterring einzustellen und ihn weiter in die Mitte zu bringen.

3. Stellen Sie Analyze using (Analysieren mit) auf Transmission (Transmission) ein.

Hinweis Wenn sich der Kondensor in einer Position ganz oben befindet, kdnnen Sie Analyze using (Analysieren
mit) voribergehend auf ATR einstellen, um den Kondensor abzusenken, damit Sie den Tisch bewegen kdnnen.
Stellen Sie sicher, dass Sie danach zu Transmission (Transmission) zuriickgehen.

4. Gehen Sie zu Microscope Setup (Mikroskop-Einrichtung) und wahlen Sie Camera View (Kameraansicht).

5. Stellen Sie das 4x-Objektiv ein.

6. Benutzen Sie den Joystick, um die Beleuchtung zu verstarken und den Objekttisch anzuheben. (Dies ist auch Gber die
virtuellen Bedienelemente in der Mikroskopansicht moglich.) Fahren Sie damit fort, bis Sie ein scharfes Bild in der
Kameraansicht sehen.

Sie sehen ein klares Bild des Lochs und des Probenhalterrings. Bewegen Sie den Probenhalterring aus dem Sichtfeld,
um eine klare Sicht auf das Loch zu erhalten.
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Abbildung 3-12: Loch mit Probenhalterring

A4

View Tools

Abbildung 3-13: Klares Bild des Lochs
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Hinweis Verwenden Sie zu diesem Zeitpunkt nicht die Z-Achsen-Steuerung, da dadurch das Bild unscharf wird.

7. Wechseln Sie zum 15x-Objektiv. Der Bildschirm wird dunkel.

8. Wahlen Sie die Option Condenser (Kondensor) und stellen Sie ihn auf etwa 40.000 ein. Sie sehen das Licht der
Transmissions-Beleuchtung.

9. Drehen Sie die Reflexions-Beleuchtung vollstandig herunter.

10. Schlief3en Sie die Blende etwas mit dem unteren Blendenregler an der rechten Tischseite. Die Réander der Blende
zeigen an, wann Sie scharf gestellt haben. Achten Sie darauf, dass Sie den unteren Blendenregler verwenden und
nicht den oberen.

11. Stellen Sie das Kondensorbild scharf, bis die Rander der Blende klar und scharf erscheinen.
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Abbildung 3-14: Fokussiertes Bild des Blendenkondensors
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Hinweis Verandern Sie zu diesem Zeitpunkt weder Objektiv noch Kondensor.

12. Wahlen Sie Show Crosshairs (Fadenkreuz anzeigen) in der Kameraansicht. Dieser Schritt ist optional, aber er zeigt

die genaue Stelle, an der das System die Analyse durchfiihren wird.

13. Gehen Sie zu Live Spectrum (Live-Spektrum).

Sie kdnnen nun Ihre Probe einlegen und die Daten wie gewohnt messen.

Hinweis Sie konnen die Probe mit der Mikrometer-Angabe am Linkam-Tisch in die x- und y-Richtung verschieben.
Verstellen Sie nicht die Z-Position, da dies zu einer Defokussierung des Systems fiihrt. Die x- und y-Joystick-

Optionen haben keine Auswirkungen.
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4. Wartung

4.1 Reinigung des Mikroskops

Wenn Sie Staub von einem Spiegel, einem Fenster oder einer optischen Komponente entfernen méchten, blasen Sie ihn
mit dem Staubblaser ab, der dem Mikroskop beiliegt. Verwenden Sie keine Pressluft oder Staubtiicher, da diese das Gerat

beschadigen kénnen. Lassen Sie niemals Fliissigkeiten mit einem Fenster oder einer optischen Komponente in Kontakt
kommen.
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4.2 Wartung des Fliissigstickstoff-Dewargefalles

Das Dewargefal des Detektors sollte das isolierende Vakuum iber mehrere Jahre halten. Bei Verlust des Vakuums verliert
die Isolierung an Wirksamkeit und es kdnnen folgende Symptome auftreten:

¢ Verkurzte Haltezeiten und Kondensation (flissiger Stickstoff verdampft viel schneller als (blich)

* Auf dem Fenster des Detektors kondensierendes Wasser und Umweltschadstoffe treten in den Spektren als
unerwilinschte Peaks auf.

¢ Beachten Sie, dass bei normaler Detektorkiihlung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit auch
Wasserkondensation auftreten kann

HINWEIS

Wenn Sie an Ihrem Gerat diese Symptome wahrnehmen, ist das Detektor-Dewargefal u. U. undicht. Wenden Sie sich in diesem Fall
sofort an uns.
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4.3 Lagerung und Versand |lhres Detektors

Der Detektor kann mit der Zeit altern, was zu Leistungsproblemen fiihren und ein Nachpumpen des Dewargefalies
erforderlich machen kann.

Dieser Abschnitt enthalt Anweisungen zur Einlagerung und zum Versand lhres Detektors zum Nachpumpen sowie zur
Wartung und Instandhaltung an Thermo Fisher. Eine allgemeine Empfehlung ist, die Detektoren alle sieben Jahre
nachpumpen zu lassen, wobei das Intervall je nach der Nutzung variieren kann.

Die Transportsicherungen des Detektors miissen vor der Einlagerung des Detektors fiir den Versand angebracht werden.

Gefahr vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Dewargefal® des Detektors leer ist, bevor Sie die
Transportsicherungen anbringen. Versuchen Sie nicht, einen Detektor zu entfernen oder die
Transportsicherungen anzubringen, wenn sich Flissigstickstoff im Dewargefald befindet.

Hinweis Wenn Sie lhre Detektoren einfach in einem Regal einlagern und nicht planen, sie zur Wartung an Thermo
Fisher zu schicken, brauchen Sie die Transportsicherungen nicht anzubringen. Bringen Sie die Transportsicherungen
nur an, wenn Sie planen, Ihre Detektoren zum Abpumpen und zur Wartung einzuschicken.

Wenn Sie die Original-Transportsicherungen Ihres Detektors verloren oder entsorgt haben, kontaktieren Sie uns, um Ersatz
zu bestellen.

< So bringen Sie die Transportsicherungen des Detektors an

1. Setzen Sie die grofiere Transportsicherung in die Einfiill6ffnung des Dewargeféales des Detektors ein und ziehen Sie
sie fest.
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4. Wartung

Abbildung 4-1: Wiederanbringen der groRen Transportsicherung

2. Setzen Sie die kleinere Transportsicherung in das Loch ein und ziehen Sie sie fest.

Abbildung 4-2: Wiederanbringen der kleinen Transportsicherung

P

Wenn beide Teile montiert und festgezogen sind, kdnnen Sie lhren Detektor fiir den Versand einlagern.

Kontaktieren Sie uns (oder einen Thermo Fisher Vertreter in lhrem Gebiet), um ndhere Informationen zum Einschicken
lhres Detektors an uns zu erhalten.

¢ Lagerung des Detektors

¢ Lagern Sie Ihre Detektoren bei Raumtemperatur in der Original-Lieferverpackung. Platzieren Sie sie auf einer ebenen,
horizontalen Flache.

¢ Stellen Sie vor der Einlagerung sicher, dass die Dewargefale der Detektoren leer sind.

¢ Wenn Ihr Detektor ohne Verpackung geliefert wurde oder Sie die Verpackung verloren haben, kontaktieren Sie uns,
um Ersatz anzufordern.
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Problem

15x-Mosaike lassen sich nicht auf reproduzierbare Weise mit dem
4x-Bild ausrichten. Zum Beispiel ist in der Abbildung unten das
15x Bild nicht mit dem 4x Bild ausgerichtet.

Mégliche Ursache

Das Objektiv sitzt locker.

Lésung

Das Objektiv kann sich
manchmal I6sen. Dies
geschieht normalerweise
beim Einsetzen und
Entfernen des ATR-
Zubehors.

Wenn sich das Objektiv
lose anfiihlt, ziehen Sie
es von Hand fest. Der
Einschub fiir das ATR-
Zubehor sollte direkt zur
Vorderseite zeigen.

Das Obijektiv darf nicht zu
fest angezogen werden
und das ATR-Zubehor
darf nicht als Hebel zum
Festziehen des Objektivs
verwendet werden. Durch
das zu feste Anziehen
des Objektivs wird es
beschadigt.

Wenn sich das Objektiv
fest anfiihlt und Sie immer
noch Probleme mit der
Ausrichtung haben,
wenden Sie sich an lhren
Kundendienstvertreter.
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Problem

Teile der Softwareoberflache passen nicht auf den Bildschirm.

Das Mosaik und die Kameraansicht sind vollsténdig schwarz.

Als Systemstatus wird ein gelbes oder rotes Symbol angezeigt.

Mégliche Ursache

Die
Skalierungseinstellungen
lhrer Anzeige sind mit der

Software nicht kompatibel.

Das Kamera ist nicht
angeschlossen.

Es liegt u. U. ein Problem
mit dem Gerat oder den
Softwarediensten vor.

Lésung

Wenn Teile der
Softwareoberflache nicht
auf den Bildschirm
passen, missen Sie
moglicherweise die
Skalierung der Anzeige in
den Anzeigeeinstellungen
lhres Gerats anpassen.
Auf manchen Monitoren
passen die
Kamerawerkzeuge
beispielsweise nicht auf
den Bildschirm, wenn die
Skalierung der Anzeige
auf Uber 100 % eingestellt
ist.

Informationen zum
Andern der
Anzeigeeinstellungen
finden Sie in der
Windows-Hilfe.

Vergewissern Sie sich,
dass das Kamerakabel in
den Objektivrevolver
eingesteckt ist.

Vergewissern Sie sich,
dass das USB-Kabel des
Mikroskops in den USB-
3.0-Anschluss
eingesteckt ist.

Weitere Informationen
finden Sie unter
Systemstatus.

Thermo Scientific
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6. Kontakt

Fir technische Unterstiitzung wenden Sie sich bitte an: www.thermofisher.com

6.0.1 Bestellen von Teilen

Um Teile zu bestellen, kontaktieren Sie uns.

Wenn Sie das Gerat oder ein Zubehor zur Reparatur einsenden mochten, wenden Sie sich bitte zunachst telefonisch oder
per E-Mail an uns, damit wir Ihnen die Versanddetails mitteilen oder andere Anweisungen geben kénnen.


http://www.thermofisher.com/
https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/contact-us.html?enableChat=true

6. Kontakt

6.0.2 Weitere Informationen

Um nach Anleitungen und Tutorials flir die Verwendung lhres Mikroskops oder der OMNIC Paradigm-Software zu suchen,
konsultieren Sie bitte unsere Online-Wissensdatenbank.
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